
IEEE Std 1450.2™-2002

IE
E

E
 S

ta
nd

ar
ds

1450.2TM

IEEE Standard for Extensions to
Standard Test Interface Language
(STIL) (IEEE Std 1450 ™-1999) for DC
Level Specification

Published by 
The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
3 Park Avenue, New York, NY 10016-5997, USA

18 March 2003

IEEE Computer Society

Sponsored by the
Test Technology Standards Committee

IE
E

E
 S

ta
nd

ar
ds

Print:  SH95069
PDF:  SS95069

Authorized licensed use limited to: Micronas GmbH. Downloaded on July 17,2018 at 08:48:40 UTC from IEEE Xplore.  Restrictions apply. 



The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
3 Park Avenue, New York, NY 10016-5997, USA

Copyright © 2003 by the Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.
All rights reserved. Published 18 March 2003. Printed in the United States of America.

IEEE is a registered trademark in the U.S. Patent & Trademark Office, owned by the Institute of Electrical and Electronics 
Engineers, Incorporated. 

Πριντ: ISBN 0-7381-3503-8 SH95069
Π∆Φ: ISBN 0-7381-3504-6 SS95069

Νο παρτ οφ τηισ πυβλιχατιον µαψ βε ρεπροδυχεδ ιν ανψ φορµ, ιν αν ελεχτρονιχ ρετριεϖαλ σψστεµ ορ οτηερωισε, ωιτηουτ τηε πριορ 
ωριττεν περµισσιον οφ τηε πυβλισηερ.

IEEE Std 1450.2™-2002

IEEE Standard for Extensions to 
Standard Test Interface Language 
(STIL) (IEEE Std 1450TM-1999) for DC 
Level Specification

Sponsor

Test Technology Standards Committee
of the

IEEE Computer Society

Approved 11 December 2002

IEEE-SA Standards Board

Abstract: This standard extends IEEE Std 1450-1999 (STIL) to support the definition of DC levels.

STIL language constructs are defined to specify the DC conditions necessary to execute digital vec-

tors on automated test equipment (ATE). STIL language extensions include structures for: (a) spec-

ifying the DC conditions for a device under test; (b) specifying DC conditions either globally, by

pattern burst, by pattern, or by vector; (c) specifying alternate DC levels; and (d) selecting DC levels

and alternate levels within a period, much the same as timed format events.
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ΙΕΕΕ Στανδαρδσ δοχυµεντσ αρε δεϖελοπεδ ωιτηιν τηε ΙΕΕΕ Σοχιετιεσ ανδ τηε Στανδαρδσ Χοορδινατινγ Χοµµιττεεσ οφ τηε

ΙΕΕΕ Στανδαρδσ Ασσοχιατιον (ΙΕΕΕ−ΣΑ) Στανδαρδσ Βοαρδ. Τηε ΙΕΕΕ δεϖελοπσ ιτσ στανδαρδσ τηρουγη α χονσενσυσ δεϖελοπ−

µεντ προχεσσ, αππροϖεδ βψ τηε Αµεριχαν Νατιοναλ Στανδαρδσ Ινστιτυτε, ωηιχη βρινγσ τογετηερ ϖολυντεερσ ρεπρεσεντινγ ϖαριεδ

ϖιεωποιντσ ανδ ιντερεστσ το αχηιεϖε τηε φιναλ προδυχτ. ςολυντεερσ αρε νοτ νεχεσσαριλψ µεµβερσ οφ τηε Ινστιτυτε ανδ σερϖε ωιτη−

ουτ χοµπενσατιον. Ωηιλε τηε ΙΕΕΕ αδµινιστερσ τηε προχεσσ ανδ εσταβλισηεσ ρυλεσ το προµοτε φαιρνεσσ ιν τηε χονσενσυσ δεϖελ−

οπµεντ προχεσσ, τηε ΙΕΕΕ δοεσ νοτ ινδεπενδεντλψ εϖαλυατε, τεστ, ορ ϖεριφψ τηε αχχυραχψ οφ ανψ οφ τηε ινφορµατιον χονταινεδ

ιν ιτσ στανδαρδσ.

Υσε οφ αν ΙΕΕΕ Στανδαρδ ισ ωηολλψ ϖολυνταρψ. Τηε ΙΕΕΕ δισχλαιµσ λιαβιλιτψ φορ ανψ περσοναλ ινϕυρψ, προπερτψ ορ οτηερ δαµ−

αγε, οφ ανψ νατυρε ωηατσοεϖερ, ωηετηερ σπεχιαλ, ινδιρεχτ, χονσεθυεντιαλ, ορ χοµπενσατορψ, διρεχτλψ ορ ινδιρεχτλψ ρεσυλτινγ

φροµ τηε πυβλιχατιον, υσε οφ, ορ ρελιανχε υπον τηισ, ορ ανψ οτηερ ΙΕΕΕ Στανδαρδ δοχυµεντ.

Τηε ΙΕΕΕ δοεσ νοτ ωαρραντ ορ ρεπρεσεντ τηε αχχυραχψ ορ χοντεντ οφ τηε µατεριαλ χονταινεδ ηερειν, ανδ εξπρεσσλψ δισχλαιµσ

ανψ εξπρεσσ ορ ιµπλιεδ ωαρραντψ, ινχλυδινγ ανψ ιµπλιεδ ωαρραντψ οφ µερχηανταβιλιτψ ορ φιτνεσσ φορ α σπεχιφιχ πυρποσε, ορ τηατ

τηε υσε οφ τηε µατεριαλ χονταινεδ ηερειν ισ φρεε φροµ πατεντ ινφρινγεµεντ. ΙΕΕΕ Στανδαρδσ δοχυµεντσ αρε συππλιεδ �ΑΣ ΙΣ.�

Τηε εξιστενχε οφ αν ΙΕΕΕ Στανδαρδ δοεσ νοτ ιµπλψ τηατ τηερε αρε νο οτηερ ωαψσ το προδυχε, τεστ, µεασυρε, πυρχηασε, µαρκετ,

ορ προϖιδε οτηερ γοοδσ ανδ σερϖιχεσ ρελατεδ το τηε σχοπε οφ τηε ΙΕΕΕ Στανδαρδ. Φυρτηερµορε, τηε ϖιεωποιντ εξπρεσσεδ ατ τηε

τιµε α στανδαρδ ισ αππροϖεδ ανδ ισσυεδ ισ συβϕεχτ το χηανγε βρουγητ αβουτ τηρουγη δεϖελοπµεντσ ιν τηε στατε οφ τηε αρτ ανδ

χοµµεντσ ρεχειϖεδ φροµ υσερσ οφ τηε στανδαρδ. Εϖερψ ΙΕΕΕ Στανδαρδ ισ συβϕεχτεδ το ρεϖιεω ατ λεαστ εϖερψ φιϖε ψεαρσ φορ ρεϖι−

σιον ορ ρεαφφιρµατιον. Ωηεν α δοχυµεντ ισ µορε τηαν φιϖε ψεαρσ ολδ ανδ ηασ νοτ βεεν ρεαφφιρµεδ, ιτ ισ ρεασοναβλε το χονχλυδε

τηατ ιτσ χοντεντσ, αλτηουγη στιλλ οφ σοµε ϖαλυε, δο νοτ ωηολλψ ρεφλεχτ τηε πρεσεντ στατε οφ τηε αρτ. Υσερσ αρε χαυτιονεδ το χηεχκ

το δετερµινε τηατ τηεψ ηαϖε τηε λατεστ εδιτιον οφ ανψ ΙΕΕΕ Στανδαρδ.

Ιν πυβλισηινγ ανδ µακινγ τηισ δοχυµεντ αϖαιλαβλε, τηε ΙΕΕΕ ισ νοτ συγγεστινγ ορ ρενδερινγ προφεσσιοναλ ορ οτηερ σερϖιχεσ

φορ, ορ ον βεηαλφ οφ, ανψ περσον ορ εντιτψ. Νορ ισ τηε ΙΕΕΕ υνδερτακινγ το περφορµ ανψ δυτψ οωεδ βψ ανψ οτηερ περσον ορ

εντιτψ το ανοτηερ. Ανψ περσον υτιλιζινγ τηισ, ανδ ανψ οτηερ ΙΕΕΕ Στανδαρδσ δοχυµεντ, σηουλδ ρελψ υπον τηε αδϖιχε οφ α χοµ−

πετεντ προφεσσιοναλ ιν δετερµινινγ τηε εξερχισε οφ ρεασοναβλε χαρε ιν ανψ γιϖεν χιρχυµστανχεσ.

Ιντερπρετατιονσ: Οχχασιοναλλψ θυεστιονσ µαψ αρισε ρεγαρδινγ τηε µεανινγ οφ πορτιονσ οφ στανδαρδσ ασ τηεψ ρελατε το σπεχιφιχ

αππλιχατιονσ. Ωηεν τηε νεεδ φορ ιντερπρετατιονσ ισ βρουγητ το τηε αττεντιον οφ ΙΕΕΕ, τηε Ινστιτυτε ωιλλ ινιτιατε αχτιον το πρεπαρε

αππροπριατε ρεσπονσεσ. Σινχε ΙΕΕΕ Στανδαρδσ ρεπρεσεντ α χονσενσυσ οφ χονχερνεδ ιντερεστσ, ιτ ισ ιµπορταντ το ενσυρε τηατ ανψ

ιντερπρετατιον ηασ αλσο ρεχειϖεδ τηε χονχυρρενχε οφ α βαλανχε οφ ιντερεστσ. Φορ τηισ ρεασον, ΙΕΕΕ ανδ τηε µεµβερσ οφ ιτσ σοχι−

ετιεσ ανδ Στανδαρδσ Χοορδινατινγ Χοµµιττεεσ αρε νοτ αβλε το προϖιδε αν ινσταντ ρεσπονσε το ιντερπρετατιον ρεθυεστσ εξχεπτ ιν

τηοσε χασεσ ωηερε τηε µαττερ ηασ πρεϖιουσλψ ρεχειϖεδ φορµαλ χονσιδερατιον. 

Χοµµεντσ φορ ρεϖισιον οφ ΙΕΕΕ Στανδαρδσ αρε ωελχοµε φροµ ανψ ιντερεστεδ παρτψ, ρεγαρδλεσσ οφ µεµβερσηιπ αφφιλιατιον ωιτη

ΙΕΕΕ. Συγγεστιονσ φορ χηανγεσ ιν δοχυµεντσ σηουλδ βε ιν τηε φορµ οφ α προποσεδ χηανγε οφ τεξτ, τογετηερ ωιτη αππροπριατε

συππορτινγ χοµµεντσ. Χοµµεντσ ον στανδαρδσ ανδ ρεθυεστσ φορ ιντερπρετατιονσ σηουλδ βε αδδρεσσεδ το:

Σεχρεταρψ, ΙΕΕΕ−ΣΑ Στανδαρδσ Βοαρδ

445 Ηοεσ Λανε

Π.Ο. Βοξ 1331

Πισχαταωαψ, Νϑ 08855−1331

ΥΣΑ

Αυτηοριζατιον το πηοτοχοπψ πορτιονσ οφ ανψ ινδιϖιδυαλ στανδαρδ φορ ιντερναλ ορ περσοναλ υσε ισ γραντεδ βψ τηε Ινστιτυτε οφ

Ελεχτριχαλ ανδ Ελεχτρονιχσ Ενγινεερσ, Ινχ., προϖιδεδ τηατ τηε αππροπριατε φεε ισ παιδ το Χοπψριγητ Χλεαρανχε Χεντερ. Το

αρρανγε φορ παψµεντ οφ λιχενσινγ φεε, πλεασε χονταχτ Χοπψριγητ Χλεαρανχε Χεντερ, Χυστοµερ Σερϖιχε, 222 Ροσεωοοδ ∆ριϖε,

∆ανϖερσ, ΜΑ 01923 ΥΣΑ; +1 978 750 8400. Περµισσιον το πηοτοχοπψ πορτιονσ οφ ανψ ινδιϖιδυαλ στανδαρδ φορ εδυχατιοναλ

χλασσροοµ υσε χαν αλσο βε οβταινεδ τηρουγη τηε Χοπψριγητ Χλεαρανχε Χεντερ.

Νοτε: Αττεντιον ισ χαλλεδ το τηε ποσσιβιλιτψ τηατ ιµπλεµεντατιον οφ τηισ στανδαρδ µαψ ρεθυιρε υσε οφ συβϕεχτ µατ−

τερ χοϖερεδ βψ πατεντ ριγητσ. Βψ πυβλιχατιον οφ τηισ στανδαρδ, νο ποσιτιον ισ τακεν ωιτη ρεσπεχτ το τηε εξιστενχε ορ

ϖαλιδιτψ οφ ανψ πατεντ ριγητσ ιν χοννεχτιον τηερεωιτη. Τηε ΙΕΕΕ σηαλλ νοτ βε ρεσπονσιβλε φορ ιδεντιφψινγ πατεντσ

φορ ωηιχη α λιχενσε µαψ βε ρεθυιρεδ βψ αν ΙΕΕΕ στανδαρδ ορ φορ χονδυχτινγ ινθυιριεσ ιντο τηε λεγαλ ϖαλιδιτψ ορ

σχοπε οφ τηοσε πατεντσ τηατ αρε βρουγητ το ιτσ αττεντιον.
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Introduction

[Τηισ ιντροδυχτιον ισ νοτ παρτ οφ ΙΕΕΕ Στδ 1450.2−2002, ΙΕΕΕ Στανδαρδ φορ Εξτενσιονσ το Στανδαρδ Τεστ Ιντερφαχε Λαν−
γυαγε (ΣΤΙΛ) (ΙΕΕΕ Στδ 1450ΤΜ−1999) φορ ∆Χ Λεϖελ Σπεχιφιχατιον.]

Στανδαρδ Τεστ Ιντερφαχε Λανγυαγε (ΣΤΙΛ) (ΙΕΕΕ Στδ 1450−1999) ωασ δεϖελοπεδ ανδ αππροϖεδ ωιτη αν ιντεν−

τιοναλλψ χονστραινεδ σχοπε. Ωηιλε ∆Χ λεϖελσ ωερε εξπλιχιτλψ εξχλυδεδ φροµ τηατ σχοπε, ιτ ωασ αππαρεντ τηατ

∆Χ λεϖελσ ωερε αν αρεα οφ ιντερεστ ανδ ιµπορτανχε το τηε ΣΤΙΛ υσερ χοµµυνιτψ. Τηε Π1450.2 Ωορκινγ

Γρουπ ωασ φορµεδ το αδδρεσσ τηε εξτενσιον οφ ∆Χ λεϖελσ το τηε ΣΤΙΛ στανδαρδ.

Τηρεε µαιν τοπιχσ ωερε ιδεντιφιεδ ασ πριοριτιεσ φορ τηε ωορκ. Τηεσε ινχλυδε περ−πιν ρεφερενχε λεϖελσ φορ σιγναλ

πινσ (ε.γ., ςΙΗ, ςΙΛ, ςΟΗ, ςΟΛ), δεϖιχε ποωερ συππλψ λεϖελσ (ϖολταγε ανδ χυρρεντ), ανδ ποωερ σεθυενχινγ

το τηε δεϖιχε υνδερ τεστ. ∆υρινγ τηε χουρσε οφ δεϖελοπµεντ, τωο οτηερ ιµπορταντ τοπιχσ ωερε αδδρεσσεδ.

Τηεσε ινχλυδεδ τηε χαπαβιλιτψ φορ σωιτχηινγ λεϖελσ ωιτηιν α περιοδ, ανδ φορ σωιτχηινγ λεϖελσ βετωεεν ϖεχτορσ

ιν α παττερν.

Participants

Ατ τηε τιµε τηισ στανδαρδ ωασ αππροϖεδ, τηε Π1450.2 Ωορκινγ Γρουπ ηαδ τηε φολλοωινγ µεµβερσηιπ:

Γρεγγ Ωιλδερ, Chair

Γρεγ Μαστον, Vice Chair

Οτηερ ωορκινγ γρουπ µεµβερσ ινχλυδεδ:

Τηε φολλοωινγ µεµβερσ οφ τηε βαλλοτινγ χοµµιττεε ϖοτεδ ον τηισ στανδαρδ. Βαλλοτερσ µαψ ηαϖε ϖοτεδ φορ

αππροϖαλ, δισαππροϖαλ, ορ αβστεντιον. 

∆αϖιδ Χολβψ
∆αϖιδ ∆οωδινγ

Βερνηαρδ Ηειβλερ
ϑιµ Σηοωµαν

Τονψ Ταψλορ
Ερνιε Ωαηλ

Φρανχισχο Ηερνανδεζ
Ροηιτ Καπυρ

∆ον Οργαν
Σεβαστιαν Πρασσλ

∆ουγλασ Σπραγυε
Πετερ Ωοηλ

Σανϕψοτ Βηαρατηαν
Αντονιο Χιχυ
Χ. ϑ. Χλαρκ
Γυρυ ∆υττ ∆ηινγρα
∆αϖιδ ∆οωδινγ
Πετερ Ηαρροδ
Βερνηαρδ Ηειβλερ

Νειλ ϑαχοβσον
ϑακε Καρρφαλτ
Βριον Κελλερ
Αδαµ Λεψ
Γρεγ Μαστον
Ψινγηυα Μιν
ϑαµεσ Μονζελ

ϑιµ Ο�Ρειλλψ
Συσυµυ Οηνο
Μικε Ριχχηεττι
Γορδον Ροβινσον
ϑιµ Σηοωµαν
∆ουγλασ Σπραγυε
Γρεγγ Ωιλδερ
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Ωηεν τηε ΙΕΕΕ−ΣΑ Στανδαρδσ Βοαρδ αππροϖεδ τηισ στανδαρδ ον 11 ∆εχεµβερ 2002, ιτ ηαδ τηε φολλοωινγ

µεµβερσηιπ:

ϑαµεσ Τ. Χαρλο, Chair

ϑαµεσ Η. Γυρνεψ, Vice Chair
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IEEE Standard for Extensions to 
Standard Test Interface Language 
(STIL) (IEEE Std 1450TM-1999) for DC 
Level Specification

1. Overview

Τηισ στανδαρδ εξτενδσ ΙΕΕΕ Στδ 1450−19991 (ΣΤΙΛ) το συππορτ τηε δεφινιτιον οφ ∆Χ λεϖελσ. Τηε ∆Χ λεϖελσ

ινφορµατιον χονσιστσ οφ τηε περ−πιν ρεφερενχε λεϖελσ, τηε δεϖιχε ποωερ συππλψ (∆ΠΣ) λεϖελσ, ανδ τηε σεθυενχ−

ινγ οφ τηεσε λεϖελσ φορ ποωερινγ υπ τηε δεϖιχε, ποωερινγ δοων τηε δεϖιχε, ορ χηανγινγ λεϖελσ οφ τηε δεϖιχε.

Τηε ∆Χ λεϖελ δεφινιτιονσ µαψ βε δεφινεδ ασ στατιχ στατεσ τηατ αρε εσταβλισηεδ πριορ το εξεχυτιον οφ α παττερν.

Τηεψ αλσο µαψ βε σελεχτεδ ωιτηιν α παττερν. 

Φιγυρε 1 ισ α µοδελ οφ τηε τεστ ενϖιρονµεντ φορ α δεϖιχε υνδερ τεστ (∆ΥΤ) ον αν αυτοµατιχ τεστ εθυιπµεντ

(ΑΤΕ) τεστερ. Φιγυρε 2 ισ α µοδελ οφ τηε περ−πιν ∆Χ ρεσουρχεσ οφ αν ΑΤΕ τεστερ. Φιγυρε 3 ισ α µοδελ οφ τηε διφ−

φερεντιαλ ∆Χ ρεσουρχεσ οφ αν ΑΤΕ τεστερ. Τηε στατεµεντσ ανδ βλοχκσ δεφινεδ ιν τηισ στανδαρδ αρε δεφινεδ ρελα−

τιϖε το τηεσε µοδελσ. Σοµε φυνχτιονσ ρεπρεσεντεδ βψ τηεσε µοδελσ µαψ νοτ βε αϖαιλαβλε ον σοµε ΑΤΕ

σψστεµσ. Τηε ∆ΧΣεθυενχε χοµµανδσ Αππλψ ανδ Χοννεχτ λοαδ ϖαλυεσ ιντο τηε ηαρδωαρε ρεγιστερσ, ε.γ., ςΙΛ

ανδ ςΙΗ, ανδ χοννεχτ τηε τεστερ ρεσουρχε, ε.γ., τηε δριϖερ, το τηε ∆ΥΤ, ρεσπεχτιϖελψ.

1Ινφορµατιον ον ρεφερενχεσ χαν βε φουνδ ιν Χλαυσε 2. 

Figure 1—STIL model of DUT test environment on ATE tester
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1.1 Scope

Τηισ στανδαρδ δεφινεσ τηε φολλοωινγ:

α) ∆εφινεσ στρυχτυρεσ ιν ΣΤΙΛ φορ σπεχιφψινγ τηε ∆Χ χονδιτιονσ φορ α ∆ΥΤ. Εξαµπλεσ οφ τηε ∆Χ χονδι−

τιονσ φορ δεϖιχε ποωερ συππλιεσ αρε ∆ΠΣ σετυπ, ποωερ σεθυενχινγ το τηε δεϖιχε, ανδ ποωερ συππλψ

λιµιτινγ/χλαµπινγ. Εξαµπλεσ οφ τηε ∆Χ χονδιτιονσ φορ χοµµονλψ υσεδ σιγναλ ρεφερενχεσ αρε ςΙΛ,

ςΙΗ, ςΟΛ, ςΟΗ, ΙΟΛ, ΙΟΗ, ςΡΕΦ, ςΧλαµπΛοω, ανδ ςΧλαµπΗι.

β) ∆εφινεσ στρυχτυρεσ ιν ΣΤΙΛ συχη τηατ τηε ∆Χ χονδιτιονσ µαψ βε σπεχιφιεδ ειτηερ γλοβαλλψ, βψ παττερν

βυρστ, βψ παττερν, ορ βψ ϖεχτορ.

χ) ∆εφινεσ στρυχτυρεσ ιν ΣΤΙΛ το αλλοω σπεχιφιχατιον οφ αλτερνατε ∆Χ λεϖελσ. Εξαµπλεσ οφ χοµµονλψ

υσεδ αλτερνατε λεϖελσ αρε ςΙΗΗ, ςΙΠΠ, ανδ ςΙΛΛ.

δ) ∆εφινεσ στρυχτυρεσ ιν ΣΤΙΛ συχη τηατ τηε ∆Χ λεϖελσ ανδ αλτερνατε λεϖελσ χαν βε σελεχτεδ ωιτηιν α

περιοδ, µυχη τηε σαµε ασ τιµεδ φορµατ εϖεντσ.
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ςΙΛΣλεω

ΙΟΛ

ΙΟΗ

ΛοαδςΡεφ

          

Χοµπαρατορσ

∆ριϖερ
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Figure 2—STIL model of per-pin DC resources of ATE tester
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1.2 Purpose

Τηισ εφφορτ ωιλλ δεφινε χονστρυχτσ ιν ΣΤΙΛ το σπεχιφψ τηε ∆Χ χονδιτιονσ νεχεσσαρψ το εξεχυτε τηε διγιταλ ϖεχ−

τορσ ον ΑΤΕ. Τηισ ωιλλ χοµπλεµεντ τηε ΙΕΕΕ Στδ 1450−1999 δεφινιτιον, ωηιχη δεφινεσ στρυχτυρεσ φορ σπεχιφι−

χατιον οφ τιµινγ ανδ φορµατ ινφορµατιον βυτ δοεσ νοτ δεφινε τηε ∆Χ χονδιτιονσ υνδερ ωηιχη τηισ ινφορµατιον

σηουλδ βε αππλιεδ.

2. References

Τηισ στανδαρδ σηαλλ βε υσεδ ιν χονϕυνχτιον ωιτη τηε φολλοωινγ στανδαρδ. Ιφ τηε φολλοωινγ στανδαρδ ισ συπερ−

σεδεδ βψ αν αππροϖεδ ρεϖισιον, τηε ρεϖισιον σηαλλ αππλψ.

ΙΕΕΕ Στδ 1450−1999, ΙΕΕΕ Στανδαρδ Τεστ Ιντερφαχε Λανγυαγε (ΣΤΙΛ) φορ ∆ιγιταλ Τεστ ςεχτορσ.2, 3

3. Definitions, acronyms, and abbreviations

3.1 Definitions

Φορ τηε πυρποσεσ οφ τηισ στανδαρδ, τηε φολλοωινγ τερµσ ανδ δεφινιτιονσ αππλψ. ΙΕΕΕ 100ΤΜ [Β1]4 σηουλδ βε

ρεφερενχεδ φορ τερµσ νοτ δεφινεδ ιν τηισ στανδαρδ.

3.1.1 αλτερνατε ινπυτ ηιγη ϖολταγε (ςΙΗΗ): Αν αλτερνατε ινπυτ ηιγη ϖολταγε φορχεδ βψ τηε ΑΤΕ δριϖερ το τηε

∆ΥΤ.

2Τηε ΙΕΕΕ στανδαρδσ ρεφερρεδ το ιν Χλαυσε 2 αρε τραδεµαρκσ οωνεδ βψ τηε Ινστιτυτε οφ Ελεχτριχαλ ανδ Ελεχτρονιχσ Ενγινεερσ, Ινχ.
3ΙΕΕΕ πυβλιχατιονσ αρε αϖαιλαβλε φροµ τηε Ινστιτυτε οφ Ελεχτριχαλ ανδ Ελεχτρονιχσ Ενγινεερσ, 445 Ηοεσ Λανε, Π.Ο. Βοξ 1331, Πισχαταωαψ,

Νϑ 08855−1331, ΥΣΑ (ηττπ://στανδαρδσ.ιεεε.οργ/).
4Τηε νυµβερσ ιν βραχκετσ χορρεσπονδ το τηοσε οφ τηε βιβλιογραπηψ ιν Αννεξ Β.

Figure 3—STIL model of differential DC resources of ATE tester
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3.1.2 αλτερνατε ινπυτ ηιγη ϖολταγε (ςΙΠΠ): Αν αλτερνατε ινπυτ ηιγη ϖολταγε φορχεδ βψ τηε ΑΤΕ δριϖερ το τηε

∆ΥΤ. Τηισ ισ τψπιχαλλψ υσεδ το γενερατε προγραµµινγ πυλσεσ φορ ελεχτριχαλλψ προγραµµαβλε µεµοριεσ ανδ ισ

σψνονψµουσ ωιτη τηε χοµµονλψ υσεδ τερµ ςΠΠ ιν τηε χοντεξτ οφ προγραµµινγ ϖολταγε.

3.1.3 αλτερνατε ινπυτ λοω ϖολταγε (ςΙΛΛ): Αν αλτερνατε ινπυτ λοω ϖολταγε φορχεδ βψ τηε ΑΤΕ δριϖερ το τηε

∆ΥΤ.

3.1.4 αυτοµατιχ τεστ εθυιπµεντ (ΑΤΕ): Α σψστεµ τηατ προϖιδεσ α τεστ χαπαβιλιτψ φορ τηε αυτοµατιχ τεστινγ οφ

ονε ορ µορε δεϖιχεσ υνδερ τεστ (∆ΥΤ).

3.1.5 χλαµπ χυρρεντ (ΙΧλαµπ): Τηε µαξιµυµ χυρρεντ αλλοωεδ φορ α ∆ΠΣ ορ ΠΜΥ.

3.1.6 χλαµπ ϖολταγε (ςΧλαµπ): Τηε µαξιµυµ ϖολταγε αλλοωεδ φορ α ∆ΠΣ ορ ΠΜΥ.

3.1.7 χοµπαρατορ: Α χοµπονεντ οφ αν ΑΤΕ τηατ σενσεσ ϖολταγε ρεσπονσε φροµ τηε ∆ΥΤ δυρινγ φυνχτιοναλ

τεστινγ.

3.1.8 δεϖιχε ποωερ συππλψ (∆ΠΣ): Α χοµπονεντ οφ αν ΑΤΕ τηατ προϖιδεσ ∆Χ ϖολταγε ανδ/ορ χυρρεντ το τηε

∆ΥΤ ποωερ συππλψ πινσ.

3.1.9 δεϖιχε υνδερ τεστ (∆ΥΤ): Αν ελεχτρονιχ χοµπονεντ, τψπιχαλλψ αν ιντεγρατεδ χιρχυιτ, το βε τεστεδ βψ αν

ΑΤΕ.

3.1.10 διφφερεντιαλ χοµπαρατορ: Α χοµπονεντ οφ αν ΑΤΕ τηατ σενσεσ ϖολταγε διφφερενχε βετωεεν τωο ∆ΥΤ

ουτπυτσ δυρινγ φυνχτιοναλ τεστινγ.

3.1.11 διφφερεντιαλ δριϖερ: Α χοµπονεντ οφ αν ΑΤΕ τηατ προϖιδεσ ϖολταγε διφφερενχε το τωο ∆ΥΤ ινπυτσ δυρ−

ινγ φυνχτιοναλ τεστινγ.

3.1.12 διφφερεντιαλ ινπυτ ηιγη ϖολταγε (ςΙΗ∆): Τηε διφφερεντιαλ ινπυτ ηιγη ϖολταγε φορχεδ βψ τηε ΑΤΕ δριϖερ

το τηε ∆ΥΤ.

3.1.13 διφφερεντιαλ ινπυτ λοω ϖολταγε (ςΙΛ∆): Τηε διφφερεντιαλ ινπυτ λοω ϖολταγε φορχεδ βψ τηε ΑΤΕ δριϖερ

το τηε ∆ΥΤ.

3.1.14 διφφερεντιαλ ινπυτ ϖολταγε (ςΙ∆): Τηε διφφερεντιαλ ινπυτ ϖολταγε φορχεδ βψ τηε ΑΤΕ δριϖερ το τηε

∆ΥΤ. ςΙ∆ = |ςΙΗ∆ � ςΙΛ∆|.

ΝΟΤΕ�Σεε Φιγυρε 3.

3.1.15 διφφερεντιαλ ουτπυτ ηιγη ϖολταγε (ςΟΗ∆): Τηε διφφερεντιαλ ουτπυτ ηιγη ρεφερενχε ϖολταγε υσεδ βψ τηε

ΑΤΕ χοµπαρατορ το δεφινε µινιµυµ ουτπυτ ηιγη ϖολταγε φροµ τηε ∆ΥΤ.

3.1.16 διφφερεντιαλ ουτπυτ λοω ϖολταγε (ςΟΛ∆): Τηε διφφερεντιαλ ουτπυτ λοω ρεφερενχε ϖολταγε υσεδ βψ τηε

ΑΤΕ χοµπαρατορ το δεφινε µαξιµυµ ουτπυτ λοω ϖολταγε φροµ τηε ∆ΥΤ.

3.1.17 διφφερεντιαλ ουτπυτ ϖολταγε (ςΟ∆): Τηε διφφερεντιαλ ουτπυτ ϖολταγε ρεχειϖεδ βψ τηε ΑΤΕ χοµπαρατορ

φροµ τηε ∆ΥΤ. ςΟ∆ = |ςΟΗ∆ � ςΟΛ∆|.

ΝΟΤΕ�Σεε Φιγυρε 3.

3.1.18 δριϖερ: Α χοµπονεντ οφ αν ΑΤΕ τηατ προϖιδεσ ϖολταγε στιµυλυσ το τηε ∆ΥΤ δυρινγ φυνχτιοναλ τεστινγ.
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3.1.19 δριϖερ τερµινατιον: Α χοµπονεντ οφ αν ΑΤΕ τηατ προϖιδεσ ιµπεδανχε µατχηινγ βετωεεν τηε ΑΤΕ

δριϖερ ανδ τηε ∆ΥΤ δυρινγ φυνχτιοναλ τεστινγ.

3.1.20 δψναµιχ λοαδ: Α χοµπονεντ οφ αν ΑΤΕ τηατ προϖιδεσ χυρρεντ λοαδινγ το τηε ∆ΥΤ δυρινγ φυνχτιοναλ

τεστινγ.

3.1.21 φορχε χυρρεντ (ΙΦορχε): Τηε φορχινγ χυρρεντ προϖιδεδ βψ α ∆ΠΣ ορ ΠΜΥ το τηε ∆ΥΤ.

3.1.22 φορχε ϖολταγε (ςΦορχε): Τηε φορχινγ ϖολταγε προϖιδεδ βψ α ∆ΠΣ ορ ΠΜΥ το τηε ∆ΥΤ.

3.1.23 φυνχτιοναλ τεστ: Τηε προχεσσ οφ αππλψινγ φυνχτιοναλ ϖεχτορσ το τηε ∆ΥΤ ανδ ϖεριφψινγ τηε εξπεχτεδ

ρεσπονσε φροµ τηε ∆ΥΤ υσινγ αν ΑΤΕ. Ρεφερ το 3.1.10 οφ ΙΕΕΕ Στδ 1450−1999, φορ δεφινιτιον οφ φυνχτιοναλ

ϖεχτορ.

3.1.24 ηιγη χλαµπ ϖολταγε (ΧλαµπΗι): Τηε ϖολταγε λεϖελ σετ φορ τηε ηιγη χλαµπ χιρχυιτ.

3.1.25 ινπυτ χοµµον µοδε ϖολταγε (ςΙΧΜ): Τηε ινπυτ χοµµον µοδε ϖολταγε υσεδ το ρεφερενχε τηε διφ−

φερεντιαλ ινπυτ ϖολταγεσ φορχεδ βψ τηε ΑΤΕ δριϖερ το τηε ∆ΥΤ. ςΙΧΜ = (ςΙΗ∆ + ςΙΛ∆)/2.

ΝΟΤΕ�Σεε Φιγυρε 3.

3.1.26 ινπυτ ηιγη ϖολταγε (ςΙΗ): Τηε ινπυτ ηιγη ϖολταγε φορχεδ βψ τηε ΑΤΕ δριϖερ το τηε ∆ΥΤ.

3.1.27 ινπυτ λοω ϖολταγε (ςΙΛ): Τηε ινπυτ λοω ϖολταγε φορχεδ βψ τηε ΑΤΕ δριϖερ το τηε ∆ΥΤ.

3.1.28 ΛοαδςΡεφ: Τηε χοµµυτατινγ ϖολταγε οφ τηε ΑΤΕ δψναµιχ λοαδ. Ωηεν νο χυρρεντ ισ φλοωινγ, τηισ ισ

τηε ϖολταγε αππλιεδ το τηε ∆ΥΤ.

3.1.29 λοω χλαµπ ϖολταγε (ΧλαµπΛο): Τηε ϖολταγε λεϖελ σετ φορ τηε λοω χλαµπ χιρχυιτ.

3.1.30 νεγατιϖε τερµιναλ ινπυτ ϖολταγε (ςψζ): Τηε νεγατιϖε τερµιναλ διφφερεντιαλ ινπυτ ϖολταγε φροµ τηε

ΑΤΕ δριϖερ το τηε ∆ΥΤ. ςψζ ισ τηε χοµπλεµεντ οφ ςψ.

ΝΟΤΕ�Σεε Φιγυρε 3.

3.1.31 νεγατιϖε τερµιναλ ουτπυτ ϖολταγε (ςαζ): Τηε νεγατιϖε τερµιναλ διφφερεντιαλ ουτπυτ ϖολταγε φροµ τηε

∆ΥΤ. ςαζ ισ τηε χοµπλεµεντ οφ ςα.

ΝΟΤΕ�Σεε Φιγυρε 3.

3.1.32 ουτπυτ χοµµον µοδε ϖολταγε (ςΟΧΜ): Τηε ουτπυτ χοµµον µοδε ϖολταγε υσεδ το ρεφερενχε τηε

διφφερεντιαλ ουτπυτ ϖολταγεσ ρεχειϖεδ βψ τηε ΑΤΕ χοµπαρατορ φροµ τηε ∆ΥΤ. ςΟΧΜ = (ςΟΗ∆ + ςΟΛ∆)/2.

ΝΟΤΕ�Σεε Φιγυρε 3.

3.1.33 ουτπυτ ηιγη χυρρεντ (ΙΟΗ): Τηε ουτπυτ ηιγη χυρρεντ προϖιδεδ βψ τηε ΑΤΕ δψναµιχ λοαδ το τηε ∆ΥΤ.

3.1.34 ουτπυτ ηιγη ϖολταγε (ςΟΗ): Τηε ουτπυτ ηιγη ρεφερενχε ϖολταγε υσεδ βψ τηε ΑΤΕ χοµπαρατορ το

δεφινε µινιµυµ ουτπυτ ηιγη ϖολταγε φροµ τηε ∆ΥΤ.

3.1.35 ουτπυτ λοω χυρρεντ (ΙΟΛ): Τηε ουτπυτ λοω χυρρεντ προϖιδεδ βψ τηε ΑΤΕ δψναµιχ λοαδ το τηε ∆ΥΤ.

3.1.36 ουτπυτ λοω ϖολταγε (ςΟΛ): Τηε ουτπυτ λοω ρεφερενχε ϖολταγε υσεδ βψ τηε ΑΤΕ χοµπαρατορ το δεφινε

µαξιµυµ ουτπυτ λοω ϖολταγε φροµ τηε ∆ΥΤ.
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3.1.37 παραµετριχ µεασυρεµεντ υνιτ (ΠΜΥ): Α χοµπονεντ οφ αν ΑΤΕ τηατ φορχεσ ∆Χ ϖολταγε ορ χυρρεντ το

τηε ∆ΥΤ, ανδ µεασυρεσ ∆Χ χυρρεντ ορ ϖολταγε φροµ τηε ∆ΥΤ.

3.1.38 ποσιτιϖε τερµιναλ ινπυτ ϖολταγε (ςψ): Τηε ποσιτιϖε τερµιναλ διφφερεντιαλ ινπυτ ϖολταγε φροµ τηε ΑΤΕ

δριϖερ το τηε ∆ΥΤ.

ΝΟΤΕ�Σεε Φιγυρε 3.

3.1.39 ποσιτιϖε τερµιναλ ουτπυτ ϖολταγε (ςα): Τηε ποσιτιϖε τερµιναλ διφφερεντιαλ ουτπυτ ϖολταγε φροµ τηε

∆ΥΤ.

ΝΟΤΕ�Σεε Φιγυρε 3.

3.1.40 ΡεσιστιϖεΤερµινατιον: Α σπεχιφιχ ρεσιστανχε ϖαλυε φορ τερµινατινγ τηε ΑΤΕ δριϖερ.

3.1.41 σλεω ρατε φορ ινπυτ ηιγη ϖολταγε (ςΙΗΣλεω): Τηε σλεω ρατε φορ τηε ΑΤΕ δριϖερ ωηεν τρανσιτιονινγ το

τηε ινπυτ ηιγη ϖολταγε, σπεχιφιεδ ιν υνιτσ οφ ϖολτσ περ τιµε.

3.1.42 σλεω ρατε φορ ινπυτ λοω ϖολταγε (ςΙΛΣλεω): Τηε σλεω ρατε φορ τηε ΑΤΕ δριϖερ ωηεν τρανσιτιονινγ το

τηε ινπυτ λοω ϖολταγε, σπεχιφιεδ ιν υνιτσ οφ ϖολτσ περ τιµε.

3.1.43 ΤερµςΡεφ: Τηε ϖολταγε το ωηιχη τηε ΑΤΕ δριϖερ ισ τερµινατεδ υσινγ ΡεσιστιϖεΤερµινατιον.

3.1.44  ϖολταγε χλαµπ: Α προτεχτιον χιρχυιτ υσεδ το λιµιτ τηε ϖολταγε σωινγ σεεν βψ τηε ∆ΥΤ ανδ/ορ ΑΤΕ.

3.2 Acronyms and abbreviations

ΑΤΕ αυτοµατιχ τεστ εθυιπµεντ

ΧλαµπΗι   ηιγη χλαµπ ϖολταγε

ΧλαµπΛο   λοω χλαµπ ϖολταγε

∆ΠΣ δεϖιχε ποωερ συππλψ

∆ΥΤ δεϖιχε υνδερ τεστ

ΓΝ∆          δεϖιχε γρουνδ πιν

ΙΧλαµπ      χλαµπ χυρρεντ φορ ∆ΠΣ ορ ΠΜΥ

ΙΦορχε       φορχινγ χυρρεντ φορ ∆ΠΣ ορ ΠΜΥ

ΙΟΗ           ουτπυτ ηιγη χυρρεντ

ΙΟΛ           ουτπυτ λοω χυρρεντ

ΛοαδςΡεφ  χοµµυτατινγ ϖολταγε οφ δψναµιχ λοαδ

ΠΜΥ παραµετριχ µεασυρεµεντ υνιτ

ΡεσιστιϖεΤερµινατιον ρεσιστανχε ϖαλυε φορ τερµινατινγ ΑΤΕ δριϖερ

ΤερµςΡεφ  τερµινατιον ϖολταγε φορ ΡεσιτιϖεΤερµινατιον

ςα              ποσιτιϖε τερµιναλ διφφερεντιαλ ουτπυτ ϖολταγε

ςαζ           νεγατιϖε τερµιναλ διφφερεντιαλ ουτπυτ ϖολταγε

ςΧλαµπ     χλαµπ ϖολταγε φορ ∆ΠΣ ορ ΠΜΥ

ς∆∆          δεϖιχε ποωερ πιν

ςΦορχε       φορχινγ ϖολταγε φορ ∆ΠΣ ορ ΠΜΥ

ςΙΧΜ       ινπυτ χοµµον µοδε ϖολταγε

ςΙ∆          διφφερεντιαλ ινπυτ ϖολταγε

ςΙΗ          ινπυτ ηιγη ϖολταγε

ςΙΗ∆        διφφερεντιαλ ινπυτ ηιγη ϖολταγε

ςΙΗΗ        αλτερνατε ινπυτ ηιγη ϖολταγε

ςΙΗΣλεω    σλεω ρατε φορ ινπυτ ηιγη ϖολταγε

ςΙΛ           ινπυτ λοω ϖολταγε

Authorized licensed use limited to: Micronas GmbH. Downloaded on July 17,2018 at 08:48:40 UTC from IEEE Xplore.  Restrictions apply. 



IEEE
(IEEE STD 1450TM-1999) FOR DC LEVEL SPECIFICATION Std 1450.2-2002

Copyright © 2003 IEEE. All rights reserved. 7

ςΙΛ∆         διφφερεντιαλ ινπυτ λοω ϖολταγε

ςΙΛΛ         αλτερνατε ινπυτ λοω ϖολταγε

ςΙΛΣλεω    σλεω ρατε φορ ινπυτ λοω ϖολταγε

ςΙΠΠ         αλτερνατε ινπυτ ηιγη ϖολταγε

ςΟΧΜ        ουτπυτ χοµµον µοδε ϖολταγε

ςΟ∆           διφφερεντιαλ ουτπυτ ϖολταγε

ςΟΗ           ουτπυτ ηιγη ρεφερενχε ϖολταγε

ςΟΗ∆       διφφερεντιαλ ουτπυτ ηιγη ρεφερενχε ϖολταγε

ςΟΛ            ουτπυτ λοω ρεφερενχε ϖολταγε

ςΟΛ∆         διφφερεντιαλ ουτπυτ λοω ρεφερενχε ϖολταγε

ςΠΠ            προγραµµινγ ϖολταγε φορ ελεχτριχαλλψ προγραµµαβλε µεµοριεσ

ςψ              ποσιτιϖε τερµιναλ διφφερεντιαλ ινπυτ ϖολταγε

ςψζ νεγατιϖε τερµιναλ διφφερεντιαλ ινπυτ ϖολταγε

4. Structure of this standard

Τηισ στανδαρδ ισ στρυχτυρεδ ασ αν αδϕυνχτ το ΙΕΕΕ Στδ 1450−1999. Πλεασε ρεφερ το ΙΕΕΕ Στδ 1450−1999 φορ

ινφορµατιον ωιτη ρεγαρδ το τηε χονϖεντιονσ υσεδ ιν τηισ στανδαρδ. Ιν µοστ χασεσ, τηε χλαυσεσ ιν τηισ στανδαρδ

αρε το αδδ νεω χονστρυχτσ το εξιστινγ χλαυσεσ ιν ΙΕΕΕ Στδ 1450−1999 ανδ αρε σο ιδεντιφιεδ ιν τηε τιτλε. Τηε

∆ΧΛεϖελσ, ∆ΧΣετσ, ανδ ∆ΧΣεθυενχε βλοχκσ αρε νεω χονστρυχτσ τηατ αρε ιντροδυχεδ ιν τηισ στανδαρδ. Αλλ

χλαυσεσ ιν τηισ στανδαρδ αρε νορµατιϖε. Εξαµπλε χοδε ισ προϖιδεδ ωιτηιν εαχη χλαυσε. Μορε χοµπλετε εξαµ−

πλεσ οφ χοδε αρε προϖιδεδ ιν ινφορµατιϖε Αννεξ Α.

5. Extensions to Clause 6, STIL syntax description

Αλλ χονστρυχτσ ανδ ρεστριχτιονσ φορ ΙΕΕΕ Στδ 1450−1999, Χλαυσε 6, αρε ιν εφφεχτ ηερε, ωιτη τηε φολλοωινγ αδδι−

τιονσ:

� Αδδιτιοναλ ΣΤΙΛ ρεσερϖεδ ωορδσ σπεχιφιχ ωιτηιν τηε χοντεξτ οφ τηισ στανδαρδ

� Α νεω τψπε οφ εξπρεσσιον dc_expr ασ δεφινεδ ιν 5.2.

5.1 Additional reserved words

Ταβλε 1 λιστσ αλλ ΣΤΙΛ ρεσερϖεδ ωορδσ δεφινεδ βψ τηισ στανδαρδ. Συβσεθυεντ χλαυσεσ ιν τηισ στανδαρδ ιδεντιφψ

τηε υσε ανδ χοντεξτ οφ εαχη οφ τηεσε αδδιτιοναλ ρεσερϖεδ ωορδσ.

5.2 DC expressions and units (dc_expr)

∆Χ εξπρεσσιονσ φολλοω τηε χηαραχτεριστιχσ δεφινεδ φορ τιµινγ εξπρεσσιονσ ιν 6.13 οφ ΙΕΕΕ Στδ 1450−1999.

∆Χ εξπρεσσιονσ αρε ενχλοσεδ ιν σινγλε θυοτεσ ανδ χονταιν τηε σαµε εντιτιεσ ασ τιµινγ εξπρεσσιονσ. Εξπρεσ−

σιονσ τηατ χοµπυτε το υνιτσ οφ ϖολτσ, αµπσ, ορ οηµσ µαψ βε υσεδ ιν α δχ εξπρεσσιον. Ιν αδδιτιον, χοµπλεξ

εξπρεσσιονσ τηατ αρε εξπρεσσεδ ασ α ρατιο οφ τωο ϖαλυεσ (ε.γ., α σλεω ρατε οφ �1ς/1νσ�) µαψ βε υσεδ ιν α δχ

εξπρεσσιον.

Τηερε αρε τηρεε χοντεξτσ ωηερε ∆Χ εξπρεσσιονσ µαψ οχχυρ. Τηε φιρστ χοντεξτ ισ ιν τηε Σπεχ βλοχκ ασ παρτ οφ α

σπεχ ϖαριαβλε δεφινιτιον. Τηε σεχονδ χοντεξτ ισ ιν τηε ∆ΧΛεϖελσ βλοχκ, το δεφινε α ϖαλυε ασσοχιατεδ ωιτη α

∆ΧΛεϖελσ στατεµεντ. Τηε τηιρδ χοντεξτ ισ ιν τηε ∆ΧΣεθυενχε βλοχκ, το δεφινε α ϖαλυε ασσοχιατεδ ωιτη α

∆ΧΣεθυενχε οπερατιον.
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5.3 Additions to STIL name spaces and name resolution (IEEE Std 1450-1999, 6.16)

∆ΧΛεϖελσ, ∆ΧΣετσ, ανδ ∆ΧΣεθυενχε βλοχκσ αυγµεντ τηε ΣΤΙΛ ναµε σπαχε ασ δεφινεδ ιν Ταβλε 2. Τηισ ταβλε

ισ ινχρεµενταλ το ΙΕΕΕ Στδ 1450−1999, Ταβλε 6; αλλ δεφινιτιονσ πρεσεντ ιν τηατ ταβλε ρεµαιν υνχηανγεδ.

6. Statement structure and organization of STIL information

Τηισ στανδαρδ δεφινεσ τηρεε αδδιτιοναλ τοπ−λεϖελ ΣΤΙΛ βλοχκσ: ∆ΧΛεϖελσ (Χλαυσε 10), ∆ΧΣετσ (Χλαυσε 11),

ανδ ∆ΧΣεθυενχε (Χλαυσε 12). Τηεσε βλοχκσ ρελατε το τηε τοπ−λεϖελ βλοχκσ οφ ΙΕΕΕ Στδ 1450−1999 ασ δεφινεδ

ιν 6.1 ανδ 6.2.

6.1 Top-level statements and required ordering

Τηε ∆ΧΛεϖελσ ανδ ∆ΧΣετσ βλοχκσ, ιφ πρεσεντ, ηαϖε α ρεθυιρεδ ορδερινγ ωιτη ρεσπεχτ το οτηερ ΣΤΙΛ βλοχκσ

δεφινεδ ιν ΙΕΕΕ Στδ 1450−1999. Τηισ ορδερινγ ισ σηοων ιν Ταβλε 3. Τηισ ταβλε ισ ινχρεµενταλ το Ταβλε 7 ιν

ΙΕΕΕ Στδ 1450−1999 ανδ ινδιχατεσ τηε ρεθυιρεδ ποσιτιον οφ τηεσε τωο βλοχκσ ωιτη ρεσπεχτ το δεφινιτιονσ

Table 1—Additional STIL reserved words

Αππλψ

Χλαµπ, ΧλαµπΗι, ΧλαµπΛο, Χοµπαρατορ, Χοννεχτ

∆ΧΛεϖελσ, ∆ΧΣεθυενχε, ∆ΧΣετσ, ∆ισχοννεχτ, ∆ριϖερ

ΕνδΟφΠρογραµ

ΦορχεΗι, ΦορχεΛο

ΙΧλαµπ, ΙΦορχε, Ινηεριτ∆ΧΛεϖελσ, ΙνιτΗι, ΙνιτιαλΣετυπ, ΙνιτΛο, ΙΟΗ, ΙΟΛ

Λοαδ, ΛοαδςΡεφ

ΠΜΥ, ΠοωερΛοωερ, ΠοωερΡαισε

Ραµπ, ΡεσιστιϖεΤερµινατιον

Τερµινατιον, ΤερµςΡεφ

Υσερ

ςΧλαµπ, ςΦορχε, ςΙΧΜ, ςΙ∆, ςΙΗ, ςΙΗ∆, ςΙΗΣλεω, ςΙΛ, ςΙΛ∆, ςΙΛΣλεω, ςΟΧΜ, ςΟ∆, ςΟΗ, ςΟΗ∆, ςΟΛ, 
ςΟΛ∆

Table 2—Additional STIL name space

ΣΤΙΛ βλοχκ Τψπε οφ ναµε ∆οµαιν ρεστριχτιονσ

∆ΧΛεϖελσ ∆ΧΛεϖελσ δοµαιν ναµεσ Συππορτσ α σινγλε υνναµεδ γλοβαλ 
βλοχκ ανδ δοµαιν ναµε βλοχκσ. 
∆οµαιν ναµεσ σηαλλ βε υνιθυε 
αχροσσ αλλ ∆ΧΛεϖελσ βλοχκσ. 

∆ΧΣετσ ∆ΧΣετσ δοµαιν ναµεσ Συππορτσ α σινγλε υνναµεδ γλοβαλ 
βλοχκ ανδ δοµαιν ναµε βλοχκσ. 
∆οµαιν ναµεσ σηαλλ βε υνιθυε 
αχροσσ αλλ ∆ΧΣετσ βλοχκσ.

∆ΧΣεθυενχε ∆ΧΣεθυενχε δοµαιν ναµεσ Συππορτσ α σινγλε υνναµεδ γλοβαλ 
βλοχκ ανδ δοµαιν ναµε βλοχκσ. 
∆οµαιν ναµεσ σηαλλ βε υνιθυε 
αχροσσ αλλ ∆ΧΣεθυενχε βλοχκσ.
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πρεσεντ ιν ΙΕΕΕ Στδ 1450−1999. Αλλ οτηερ δεφινιτιονσ ανδ ρεθυιρεµεντσ σπεχιφιεδ ιν Ταβλε 7 οφ ΙΕΕΕ Στδ

1450−1999 ρεµαιν υνχηανγεδ.

6.2 Optional top-level statements

∆ΧΣεθυενχε βλοχκσ, ιφ πρεσεντ, δο νοτ ηαϖε α δεφινεδ ορδερ ωιτη ρεσπεχτ το οτηερ ΣΤΙΛ σεχτιονσ ασ δεφινεδ ιν

ΙΕΕΕ Στδ 1450−1999. ∆ΧΣεθυενχε βλοχκσ µαψ αππεαρ ανψ πλαχε α τοπ−λεϖελ ΣΤΙΛ στατεµεντ ισ αλλοωεδ. Τηισ

ισ δελινεατεδ ιν Ταβλε 4, ωηιχη ισ προϖιδεδ το βε χοµπλετε ωιτη Ταβλε 8 ιν ΙΕΕΕ Στδ 1450−1999.

7. Extensions to Clause 8, STIL statement

Τηε ΣΤΙΛ στατεµεντ ιδεντιφιεσ τηε πριµαρψ ϖερσιον οφ ΣΤΙΛ (ΙΕΕΕ Στδ 1450−1999) ινφορµατιον χονταινεδ ιν 

αν ΣΤΙΛ φιλε ανδ τηε πρεσενχε οφ ονε ορ µορε στανδαρδ εξτενσιον χονστρυχτσ. Τηε πριµαρψ ϖερσιον οφ ΣΤΙΛ ισ 

δεφινεδ ιν ΙΕΕΕ Στδ 1450−1999.

Τηε εξτενσιον το τηε ΣΤΙΛ στατεµεντ αλλοωσ φορ α βλοχκ χονταινινγ εξτενσιον ιδεντιφιερσ τηατ αλλοω φορ αδδι−

τιοναλ χονστρυχτσ ιν τηε ΣΤΙΛ φιλε. Τηερε µαψ βε µυλτιπλε εξτενσιον στατεµεντσ πρεσεντ, το ιδεντιφψ τηε πρεσ−

ενχε οφ µυλτιπλε εξτενσιον ενϖιρονµεντσ. Τηε εξτενσιον ναµε ανδ τηε εξτενσιον στατεµεντσ αρε δεφινεδ ιν 

τηε ινδιϖιδυαλ δοχυµεντσ φορ τηοσε στανδαρδσ.

Αλλ οτηερ χονστρυχτσ ανδ ρεστριχτιονσ φορ ΙΕΕΕ Στδ 1450−1999, Χλαυσε 8, αρε ιν εφφεχτ ηερε.

Table 3—STIL top-level statements and ordering requirements

 Στατεµεντ Πυρποσε

Τιµινγ (φροµ ΙΕΕΕ Στδ 1450−1999) Ασ δεφινεδ ιν ΙΕΕΕ Στδ 1450−1999.

∆ΧΛεϖελσ ∆εφινεσ τηε ∆Χ λεϖελσ το βε αππλιεδ το σιγναλ πινσ ανδ 
ποωερ συππλψ πινσ φορ εαχη ΠαττερνΕξεχ.
∆Χ εξπρεσσιονσ ιν τηισ βλοχκ µαψ ρεφερενχε ϖαριαβλεσ 
δεφινεδ ιν Σπεχ βλοχκσ, βυτ ∆Χ ϖαριαβλεσ αρε νοτ 
ρεσολϖεδ υντιλ τηε ΠαττερνΕξεχ.
∆ΧΛεϖελσ βλοχκσ σηαλλ πρεχεδε ανψ ∆ΧΣετσ ορ Παττερν−
Εξεχ βλοχκσ τηατ ρεφερενχε τηεµ. 

∆ΧΣετσ Ιδεντιφιεσ α σετ οφ ∆ΧΛεϖελσ τηατ µαψ βε ρεφερενχεδ ιν α 
Παττερν βλοχκ.
∆ΧΣετσ βλοχκσ σηαλλ πρεχεδε ανψ ΠαττερνΕξεχ βλοχκσ τηατ 
ρεφερενχε τηεµ.

Σελεχτορ (φροµ ΙΕΕΕ Στδ 1450−1999) Ασ δεφινεδ ιν ΙΕΕΕ Στδ 1450−1999.

Table 4—Optional top-level statements

 Στατεµεντ Πυρποσε

∆ΧΣεθυενχε ∆εφινεσ τηε τιµεδ σεθυενχε ιν ωηιχη ποωερ ισ το βε 
αππλιεδ. ∆ΧΣεθυενχε βλοχκσ, ιφ ρεφερενχινγ οτηερ ΣΤΙΛ 
δατα, σηαλλ βε δεφινεδ αφτερ τηε βλοχκσ τηατ δεφινε τηε 
ΣΤΙΛ δατα.

Authorized licensed use limited to: Micronas GmbH. Downloaded on July 17,2018 at 08:48:40 UTC from IEEE Xplore.  Restrictions apply. 



IEEE
Std 1450.2-2002 IEEE STANDARD FOR EXTENSIONS TO STANDARD TEST INTERFACE LANGUAGE (STIL)

10 Copyright © 2003 IEEE. All rights reserved.

7.1 STIL syntax

ΣΤΙΛ ΙΕΕΕ_1450_0_Ι∆ΕΝΤΙΦΙΕΡ  {

( ΕΞΤ_ΝΑΜΕ   ΕΞΤ_ςΕΡΣΙΟΝ; )+

}

ΣΤΙΛ: Α στατεµεντ ατ τηε βεγιννινγ οφ εαχη ΣΤΙΛ φιλε.

ΙΕΕΕ_1450_0_Ι∆ΕΝΤΙΦΙΕΡ: Τηε πριµαρψ ϖερσιον οφ ΣΤΙΛ, ασ ιδεντιφιεδ βψ ΙΕΕΕ Στδ 1450−1999.

ΕΞΤ_ΝΑΜΕ: Τηε σπεχιφιχ ναµε οφ τηε εξτενσιον. Τηισ στανδαρδ ισ ιδεντιφιεδ βψ τηε ναµε ∆ΧΛεϖελσ. 

ΕΞΤ_ςΕΡΣΙΟΝ: Τηε πριµαρψ ϖερσιον οφ αν ΕΞΤ_ΝΑΜΕ. Τηισ στανδαρδ ισ ιδεντιφιεδ βψ τηε ϖαλυε 2002.

7.2 STIL example

STIL 1.0 {
DCLevels 2002;

}

8. Extensions to Clause 19, Spec and Selector blocks

Αλλ χαπαβιλιτιεσ ανδ χονστρυχτσ δεφινεδ ιν ΙΕΕΕ Στδ 1450−1999, Χλαυσε 19, αρε µαινταινεδ φορ τηισ στανδαρδ,

ωιτη τηε αδδιτιον τηατ Σπεχ βλοχκσ αρε αλσο υσεδ το δεφινε τηε ϖαλυε οφ τηε ϖαριαβλεσ ανδ εξπρεσσιονσ τηατ αρε

υσεδ ωιτηιν δχ εξπρεσσιονσ.

9. Extensions to Clause 16, PatternExec block

Τηε ΠαττερνΕξεχ βλοχκ ισ εξτενδεδ το ινχλυδε τωο οπτιοναλ ρεφερενχε στατεµεντσ φορ σπεχιφψινγ ∆Χ λεϖελσ.

Τηε ∆ΧΛεϖελσ βλοχκ δεφινεσ τηε ∆Χ λεϖελσ φορ αλλ σιγναλσ ρεφερενχεδ ιν τηε ΠαττερνΕξεχ. Τηε ∆ΧΣετσ βλοχκ

ισ α χολλεχτιον οφ ∆ΧΛεϖελσ ρεφερενχεσ ωηιχη αππεαρ ιν τηε Παττερν βλοχκσ ασσοχιατεδ ωιτη τηε ΠαττερνΕξεχ.

Τηε ∆ΧΣετσ βλοχκ ισ υσεδ το ρεσολϖε ρεφερενχεσ το ∆ΧΛεϖελσ βλοχκσ ιν τηε Παττερν βλοχκσ.

9.1 PatternExec block syntax

ΠαττερνΕξεχ (ΠΑΤ_ΕΞΕΧ_ΝΑΜΕ) {

  (∆ΧΛεϖελσ (∆Χ_ΛΕςΕΛΣ_ΝΑΜΕ);)

  (∆ΧΣετσ (∆Χ_ΣΕΤΣ_ΝΑΜΕ);)

}

ΠαττερνΕξεχ: Τηισ βλοχκ δεφινεσ αλλ οφ τηε τοπ−λεϖελ ινφορµατιον φορ α παττερν εξεχυτιον. Ρεφερ το ΙΕΕΕ Στδ

1450−1999 φορ φυλλ δεφινιτιον οφ τηισ βλοχκ.

∆ΧΛεϖελσ: Τηισ σπεχιφιεσ τηε ∆ΧΛεϖελσ βλοχκ τηατ χονταινσ τηε ∆Χ λεϖελ ινφορµατιον το υσε φορ τηισ Παττερν−

Εξεχ. Τηερε µαψ βε µυλτιπλε ∆ΧΛεϖελσ βλοχκσ ιν αν ΣΤΙΛ φιλε, βυτ ονλψ ονε ∆ΧΛεϖελσ βλοχκ ισ ασσοχιατεδ

ωιτη ανψ γιϖεν ΠαττερνΕξεχ. Ανψ ∆ΧΛεϖελσ βλοχκ ρεφερενχεδ ιν α ΠαττερνΕξεχ σηαλλ σπεχιφψ ∆Χ παραµετερσ

φορ αλλ σιγναλσ ρεφερενχεδ ιν τηατ ΠαττερνΕξεχ εξχεπτ σιγναλσ οφ τψπε Πσευδο, ωηιχη αρε οπτιοναλλψ σπεχιφιεδ ασ

δισχυσσεδ ιν 9.3.

∆Χ_ΛΕςΕΛΣ_ΝΑΜΕ: Τηισ ισ αν οπτιοναλ ρεφερενχε το α ναµεδ ∆ΧΛεϖελσ βλοχκ. Ιφ νο ναµε ισ πρεσεντ, τηεν

τηισ ΠαττερνΕξεχ σηαλλ υσε τηε υνναµεδ ∆ΧΛεϖελσ βλοχκ.
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∆ΧΣετσ: Τηισ σπεχιφιεσ τηε ∆ΧΣετσ βλοχκ τηατ ισ το βε υσεδ το ρεσολϖε αλλ ∆ΧΛεϖελσ ρεφερενχεσ τηατ αππεαρ ιν

τηε Παττερν βλοχκσ ασσοχιατεδ ωιτη τηισ ΠαττερνΕξεχ. Α ∆ΧΣετσ ρεφερενχε στατεµεντ ιν τηε ΠαττερνΕξεχ σηαλλ

βε πρεσεντ το ρεφερενχε ανψ ∆ΧΛεϖελσ ιν α Παττερν. Σεε 9.3 φορ αδδιτιοναλ ινφορµατιον αβουτ τηε ιντεραχτιον οφ

∆ΧΣετσ ανδ ∆ΧΛεϖελσ.

∆Χ_ΣΕΤΣ_ΝΑΜΕ: Τηισ ισ αν οπτιοναλ ρεφερενχε το α ναµεδ ∆ΧΛεϖελσ βλοχκ. Ιφ νο ναµε ισ πρεσεντ, τηεν

τηισ ΠαττερνΕξεχ σηαλλ υσε τηε υνναµεδ ∆ΧΛεϖελσ βλοχκ.

9.2 PatternExec block example

PatternExec func {
  Category dc;
  Selector dc_setup;
  Timing slow;
  DCLevels slow_dc;
  DCSets all_sets;
  PatternBurst dc_patts;
}

9.3 DCLevels and DCSets usage in PatternExec and Pattern blocks

Α ∆ΧΛεϖελσ βλοχκ ρεφερενχεδ ιν α ΠαττερνΕξεχ ωιτη τηε ∆ΧΛεϖελσ στατεµεντ σηαλλ δεφινε ∆Χ παραµετερσ ασ

νεχεσσαρψ φορ αλλ περτινεντ Σιγναλσ ρεφερενχεδ ιν τηε ΠαττερνΕξεχ. Αλλ χονστρυχτσ πρεσεντ ιν τηισ βλοχκ σηαλλ βε

αππλιεδ το Σιγναλσ βεφορε εαχη Παττερν ρεφερενχεδ ιν τηισ ενϖιρονµεντ σταρτσ εξεχυτιον. Ωηεν πρεσεντ, τηε

∆ΧΛεϖελσ στατεµεντ σηαλλ βε αππλιεδ εϖεν ωηεν ∆ΧΣετσ ινφορµατιον ισ αλσο πρεσεντ. Ιφ νο ∆ΧΛεϖελσ στατε−

µεντ ισ πρεσεντ ιν τηε ΠαττερνΕξεχ, ανδ τηε ∆ΧΣετσ στατεµεντ ισ πρεσεντ ιν τηε ΠαττερνΕξεχ, τηεν α ∆ΧΛεϖελσ

στατεµεντ σηαλλ βε πρεσεντ ιν εαχη Παττερν ρεφερενχεδ βψ τηισ ΠαττερνΕξεχ, βεφορε τηε φιρστ ςεχτορ στατεµεντ οφ

εαχη Παττερν. Τηε ∆ΧΛεϖελσ βλοχκ ρεφερενχεδ βψ τηισ φιρστ ∆ΧΛεϖελσ στατεµεντ σηαλλ δεφινε ∆Χ παραµετερσ

ασ νεχεσσαρψ φορ αλλ περτινεντ Σιγναλσ. Συβσεθυεντ ∆ΧΛεϖελσ βλοχκσ ρεφερενχεδ βψ ∆ΧΛεϖελσ στατεµεντσ ιν α

Παττερν νεεδ το δεφινε ονλψ ϖαλυεσ φορ ∆Χ παραµετερσ τηατ αρε διφφερεντ φροµ τηε πρεϖιουσ ϖαλυε εσταβλισηεδ.

Σεε Αννεξ Α φορ α υσαγε εξαµπλε οφ ∆ΧΛεϖελσ ανδ ∆ΧΣετσ.

Περτινεντ Σιγναλσ αρε δεφινεδ το βε αλλ τηε Ιν, Ουτ, ΙνΟυτ, ανδ Συππλψ σιγναλσ δεφινεδ ιν τηε Σιγναλσ βλοχκ.

Ωηεν ∆ΧΛεϖελσ ινφορµατιον ισ προϖιδεδ, ατ λεαστ ονε ∆ΧΛεϖελσ βλοχκ σηαλλ δεφινε ϖαλυεσ ασ νεχεσσαρψ

αχροσσ ατ λεαστ αλλ οφ τηεσε Σιγναλσ. ∆εφινιτιονσ αρε ρεθυιρεδ εϖεν φορ Σιγναλσ τηατ αρε νοτ ρεφερενχεδ ιν α σπε−

χιφιχ Παττερν το δεφινε τηε λεϖελσ ινφορµατιον φορ τηε ∆εφαυλτΣτατε ϖαλυε οφ τηοσε Σιγναλσ. Τηε εφφεχτ οφ

υνσπεχιφιεδ ∆ΧΛεϖελσ ϖαλυεσ ισ ιµπλεµεντατιον δεφινεδ.

10. DCLevels block

Τηε ∆ΧΛεϖελσ βλοχκ δεφινεσ τηε ∆Χ λεϖελσ το βε αππλιεδ το σιγναλ πινσ ανδ ποωερ συππλψ πινσ φορ εαχη τεστ

παττερν. Τηε ∆ΧΛεϖελσ βλοχκ δεφινεσ σπεχιφιχ δατα φορ εαχη ∆Χ παραµετερ φορ α σετ οφ σιγναλσ. Εαχη στατεµεντ

ιν τηε ∆ΧΛεϖελσ βλοχκ σπεχιφιεσ τηε χηαραχτεριστιχσ φορ ονε ∆Χ παραµετερ. Εαχη ∆Χ παραµετερ σηαλλ βε σπεχ−

ιφιεδ ατ µοστ ονχε φορ α σπεχιφιχ σιγναλ, ιν α σινγλε ∆ΧΛεϖελσ βλοχκ. Ρεφερ το Φιγυρε 2 ανδ Φιγυρε 3 φορ σψµ−

βολιχ εξπλανατιον οφ τηε ∆Χ παραµετερσ ανδ τηειρ ρελατιονσηιπ το τεστερ ρεσουρχεσ.

Α ρελατεδ οπερατιον το ∆ΧΛεϖελσ ισ τηε µεασυρεµεντ οφ ∆Χ παραµετριχσ οφ τηε ∆ΥΤ σιγναλσ υσινγ τηε παρα−

µετριχ µεασυρεµεντ υνιτ (ΠΜΥ) ορ οφ τηε ∆ΥΤ συππλψ πινσ υσινγ µεασυρε χαπαβιλιτιεσ οφ τηε ∆ΠΣ. Τηε

∆ΧΛεϖελσ βλοχκ δεφινεσ τηε φορχινγ χονδιτιονσ οφ τηε ΠΜΥ ορ ∆ΠΣ, βυτ δοεσ νοτ αδδρεσσ ηοω τηε µεασυρε−

µεντ ισ το βε περφορµεδ.
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Τηε Ινηεριτ∆ΧΛεϖελσ στατεµεντ αλλοωσ φορ δεφινινγ τηε ∆Χ χηαραχτεριστιχσ αχροσσ α συβσετ οφ αλλ σιγναλσ,

χοµβινινγ τηεσε δεφινιτιονσ ιντο α σινγλε ∆ΧΛεϖελσ βλοχκ τηατ ισ χοµπλετε φορ αλλ σιγναλσ ρεφερενχεδ ιν α σπε−

χιφιχ ΠαττερνΕξεχ. Τηε Ινηεριτ∆ΧΛεϖελσ αλσο συππορτσ ινχρεµενταλ δεφινιτιον οφ ∆ΧΛεϖελσ φορ α παρτιχυλαρ

σιγναλ, ανδ αλλοωσ φορ ρεδεφινινγ α ∆Χ παραµετερ βψ οϖερριδινγ αν ινηεριτεδ ϖαλυε ωιτη α λοχαλ δεφινιτιον.

10.1 DCLevels block syntax

(∆ΧΛεϖελσ (∆Χ_ΛΕςΕΛΣ_ΝΑΜΕ) {         // DCLevels block

         (Ινηεριτ∆ΧΛεϖελσ ∆Χ_ΛΕςΕΛΣ_ΡΕΦ;)∗

         (ΣιγναλΓρουπσ ΓΡΟΥΠΣ_∆ΟΜΑΙΝ;)∗

         (sigref_expr {                                        // Signals of type In, Out, InOut, Supply

           (ςΙΗ (dc_expr)+;)

           (ςΙΛ (dc_expr)+;)

           (ςΙΧΜ dc_expr;)

           (ςΙ∆ dc_expr;)

           (ςΙΗ∆ dc_expr;)

           (ςΙΛ∆ dc_expr;)

           (ΦορχεΗι;)

           (ΦορχεΛο;)

           (ΙνιτΗι;)

           (ΙνιτΛο;)

           (ςΙΗΣλεω dc_expr;)

           (ςΙΛΣλεω dc_expr;)

           (ςΟΗ (dc_expr)+;)

           (ςΟΛ (dc_expr)+;)

           (ςΟΧΜ dc_expr;)

           (ςΟ∆ dc_expr;)

           (ςΟΗ∆ dc_expr;)

           (ςΟΛ∆ dc_expr;)

           (ΙΟΗ dc_expr;)

           (ΙΟΛ dc_expr;)

           (ΛοαδςΡεφ dc_expr;)

           (ΧλαµπΗι dc_expr;)

           (ΧλαµπΛο dc_expr;)

           (ΡεσιστιϖεΤερµινατιον dc_expr;)

           (ΤερµςΡεφ dc_expr;)

           (ςΦορχε dc_expr;)

           (ΙΧλαµπ dc_expr;)

           (ΙΦορχε dc_expr;)

           (ςΧλαµπ dc_expr;)

         })∗

       })∗

∆ΧΛεϖελσ: Τηισ ισ τηε σταρτ οφ α ∆ΧΛεϖελσ βλοχκ, ωηιχη ιδεντιφιεσ ∆Χ παραµετερσ φορ α σετ οφ Σιγναλσ οφ τψπε

Ιν, Ουτ, ΙνΟυτ, ανδ/ορ Συππλψ. ∆Χ παραµετερσ φορ σιγναλσ οφ τψπε Πσευδο µαψ βε σπεχιφιεδ βυτ αρε νοτ

ρεθυιρεδ.

∆Χ_ΛΕςΕΛΣ_ΝΑΜΕ: Τηισ ισ τηε ναµε οφ τηισ ∆ΧΛεϖελσ βλοχκ. Ιφ νο ναµε ισ πρεσεντ, τηεν τηισ βλοχκ ισ

γλοβαλ ανδ ισ υσεδ ωηεν α ΠαττερνΕξεχ ρεφερενχεσ α ∆ΧΛεϖελσ ωιτηουτ α ναµε.

Ινηεριτ∆ΧΛεϖελσ ∆Χ_ΛΕςΕΛΣ_ΡΕΦ: Τηισ στατεµεντ ισ οπτιοναλ ανδ ισ υσεδ το δεφινε δατα ινηεριτανχε φροµ

ανοτηερ ∆ΧΛεϖελσ βλοχκ. ∆Χ_ΛΕςΕΛΣ_ΡΕΦ ισ α ρεφερενχε το τηε ναµε οφ α πρεϖιουσλψ δεφινεδ ∆ΧΛεϖελσ

βλοχκ. Αλλ παραµετερσ σπεχιφιεδ φορ α παρτιχυλαρ σιγναλ ιν αν ινηεριτεδ ∆ΧΛεϖελσ βλοχκ αρε αππλιεδ το τηατ σιγ−
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ναλ ιν τηισ βλοχκ; α λοχαλ δεφινιτιον οφ ανψ ∆Χ παραµετερ οϖερριδεσ ανψ ινηεριτεδ δεφινιτιον οφ τηατ παραµετερ.

Ιφ τηερε αρε µυλτιπλε Ινηεριτ∆ΧΛεϖελσ στατεµεντσ, τηε λαστ ∆ΧΛεϖελσ δεφινιτιονσ φορ εαχη σιγναλ αρε τηε ινιτιαλ

δεφινιτιονσ φορ εαχη σιγναλ ιν τηισ βλοχκ. Λοχαλ ∆ΧΛεϖελσ δεφινιτιονσ οϖερριδε τηε ινηεριτεδ δεφινιτιονσ; τηε

λαστ ινηεριτεδ ∆ΧΛεϖελσ δεφινιτιονσ αρε αππλιεδ το ανψ σιγναλ ωιτηουτ λοχαλ ∆ΧΛεϖελσ δεφινεδ.

ΣιγναλΓρουπσ ΓΡΟΥΠΣ_∆ΟΜΑΙΝ: Τηισ οπτιοναλ στατεµεντ ινδιχατεσ τηε ναµε οφ α ΣιγναλΓρουπσ βλοχκ

τηατ ισ το βε υσεδ ιν ρεσολϖινγ σιγναλ γρουπ ρεφερενχεσ ιν τηισ ∆ΧΛεϖελσ βλοχκ. Ρεφερενχεδ ΣιγναλΓρουπσ ιν

τηε ∆ΧΛεϖελσ βλοχκ ωιλλ τψπιχαλλψ βε τηε σαµε ασ τηοσε υσεδ ιν τηε Τιµινγ βλοχκ ανδ/ορ τηε ΠαττερνΒυρστ

βλοχκ ανδ ρεθυιρε τηε σαµε ΣιγναλΓρουπ ρεφερενχε στατεµεντσ ιν τηισ βλοχκ το ρεσολϖε sigref_expr. Ιφ τηε

αππλιχατιον οφ ∆ΧΛεϖελσ ρεθυιρεσ διφφερεντ γρουπινγ οφ σιγναλσ, τηεν υνιθυε ΣιγναλΓρουπσ βλοχκσ αρε ρεφερ−

ενχεδ ωιτη τηισ στατεµεντ. 

sigref_expr: Τηισ ισ σιγναλ εξπρεσσιον ασ δεφινεδ ιν 6.14 οφ ΙΕΕΕ Στδ 1450−1999.

∆Χ παραµετερσ φορ εαχη sigref_expr αρε σπεχιφιεδ υσινγ τηε φολλοωινγ εντιτιεσ:

ςΙΗ: Τηισ δεφινεσ τηε δριϖε ηιγη ϖολταγε το βε αππλιεδ το Σιγναλσ ιν τηε σπεχιφιεδ sigref_expr. Ιν µοστ σιτυα−

τιονσ, α σινγλε δχ_εξπρ ισ πρεσεντ. Μυλτιπλε δχ_εξπρ στατεµεντσ αρε πρεσεντ το συππορτ χηανγινγ ϖαλυεσ δυρινγ

ονε ςεχτορ, ασ εξπλαινεδ ιν Χλαυσε 13.

ςΙΛ: Τηισ δεφινεσ τηε δριϖε λοω ϖολταγε το βε αππλιεδ το Σιγναλσ ιν τηε σπεχιφιεδ sigref_expr. Ιν µοστ σιτυα−

τιονσ, α σινγλε δχ_εξπρ ισ πρεσεντ. Μυλτιπλε δχ_εξπρ στατεµεντσ αρε πρεσεντ το συππορτ χηανγινγ ϖαλυεσ δυρινγ

ονε ςεχτορ, ασ εξπλαινεδ ιν Χλαυσε 13.

ςΙΧΜ: Τηισ δεφινεσ τηε ινπυτ χοµµον µοδε ϖολταγε φορ διφφερεντιαλ Σιγναλσ ιν τηε σπεχιφιεδ sigref_expr.

ςΙΧΜ = (ςΙΗ∆ + ςΙΛ∆)/2 (σεε Φιγυρε 3).

ςΙ∆: Τηισ δεφινεσ τηε διφφερεντιαλ ινπυτ ϖολταγε φορ Σιγναλσ ιν τηε σπεχιφιεδ sigref_expr. ςΙ∆ = |ςΙΗ∆ �

ςΙΛ∆| (σεε Φιγυρε 3).

ςΙΗ∆: Τηισ δεφινεσ τηε δριϖε ηιγη ϖολταγε το βε αππλιεδ το διφφερεντιαλ Σιγναλσ ιν τηε σπεχιφιεδ sigref_expr

(σεε Φιγυρε 3). 

ςΙΛ∆: Τηισ δεφινεσ τηε δριϖε λοω ϖολταγε το βε αππλιεδ το διφφερεντιαλ Σιγναλσ ιν τηε σπεχιφιεδ sigref_expr

(σεε Φιγυρε 3). 

Ινπυτ ϖολταγεσ φορ διφφερεντιαλ Σιγναλσ µαψ βε σπεχιφιεδ ειτηερ βψ δεφινινγ ςΙΧΜ ανδ ςΙ∆, ορ βψ δεφινινγ

ςΙΗ∆ ανδ ςΙΛ∆.

dc_expr: Τηισ ισ α ∆Χ εξπρεσσιον ασ δεφινεδ ιν 5.2.

ΦορχεΗι: Τηισ σπεχιφιεσ τηατ τηε ςΙΗ λεϖελ σηαλλ βε αππλιεδ ασ α στατιχ δριϖε ηιγη ϖολταγε δυρινγ παττερν εξε−

χυτιον, οϖερριδινγ τηε παττερν δατα.

ΦορχεΛο: Τηισ σπεχιφιεσ τηατ τηε ςΙΛ λεϖελ σηαλλ βε αππλιεδ ασ α στατιχ δριϖε λοω ϖολταγε δυρινγ παττερν εξε−

χυτιον, οϖερριδινγ τηε παττερν δατα.

Ιτ ισ αν ερρορ το δεφινε βοτη ΦορχεΗι ανδ ΦορχεΛο ον τηε σαµε σιγναλ. Ιφ ΦορχεΗι ισ πρεσεντ φορ α σιγναλ, τηεν

α ςΙΗ στατεµεντ σηαλλ βε πρεσεντ φορ τηατ σιγναλ; ιφ ΦορχεΛο ισ πρεσεντ φορ α σιγναλ, τηεν α ςΙΛ στατεµεντ σηαλλ

βε πρεσεντ.

ΙνιτΗι: Τηισ σπεχιφιεσ τηατ τηε ςΙΗ λεϖελ σηαλλ βε αππλιεδ ασ αν ινιτιαλ δριϖε ηιγη ϖολταγε βεφορε παττερν εξε−

χυτιον βεγινσ.
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ΙνιτΛο: Τηισ σπεχιφιεσ τηατ τηε ςΙΛ λεϖελ σηαλλ βε αππλιεδ ασ αν ινιτιαλ δριϖε λοω ϖολταγε βεφορε παττερν εξεχυ−

τιον βεγινσ.

Ιτ ισ αν ερρορ το δεφινε βοτη ΙνιτΗι ανδ ΙνιτΛο ον τηε σαµε σιγναλ. Ιφ ΙνιτΗι ισ πρεσεντ φορ α σιγναλ, τηεν α ςΙΗ

στατεµεντ σηαλλ βε πρεσεντ φορ τηατ σιγναλ; ιφ ΙνιτΛο ισ πρεσεντ φορ α σιγναλ, τηεν α ςΙΛ στατεµεντ σηαλλ βε

πρεσεντ. Τηε πρεσενχε οφ αν ΙνιτΗι ορ ΙνιτΛο στατεµεντ δοεσ νοτ ρεπλαχε ΣΤΙΛ ρεθυιρεµεντσ φορ τηε πρεσενχε

οφ δατα ον τηατ σιγναλ.

ςΙΗΣλεω: Τηισ δεφινεσ ινπυτ σλεω ρατε φορ δριϖε ηιγη ϖολταγεσ, σπεχιφιεδ ιν υνιτσ οφ ϖολτσ περ τιµε (ε.γ., �1ς/

1νσ�).

ςΙΛΣλεω: Τηισ δεφινεσ ινπυτ σλεω ρατε φορ δριϖε λοω ϖολταγεσ, σπεχιφιεδ ιν υνιτσ οφ ϖολτσ περ τιµε (ε.γ., �1ς/

1νσ�).

ςΟΗ: Τηισ δεφινεσ τηε χοµπαρε ηιγη ϖολταγε το βε αππλιεδ το Σιγναλσ ιν τηε σπεχιφιεδ sigref_expr. Ιν µοστ

σιτυατιονσ, α σινγλε δχ_εξπρ ισ πρεσεντ. Μυλτιπλε δχ_εξπρ στατεµεντσ αρε πρεσεντ το συππορτ χηανγινγ ϖαλυεσ

δυρινγ ονε ςεχτορ, ασ εξπλαινεδ ιν Χλαυσε 13.

ςΟΛ: Τηισ δεφινεσ τηε χοµπαρε λοω ϖολταγε το βε αππλιεδ το Σιγναλσ ιν τηε σπεχιφιεδ sigref_expr. Ιν µοστ σιτ−

υατιονσ, α σινγλε δχ_εξπρ ισ πρεσεντ. Μυλτιπλε δχ_εξπρ στατεµεντσ αρε πρεσεντ το συππορτ χηανγινγ ϖαλυεσ δυρ−

ινγ ονε ςεχτορ, ασ εξπλαινεδ ιν Χλαυσε 13.

ςΟΧΜ: Τηισ δεφινεσ τηε ουτπυτ χοµµον µοδε ϖολταγε φορ διφφερεντιαλ Σιγναλσ ιν τηε σπεχιφιεδ sigref_expr.

ςΟΧΜ = (ςΟΗ∆ + ςΟΛ∆)/2 (σεε Φιγυρε 3).

ςΟ∆: Τηισ δεφινεσ τηε διφφερεντιαλ ουτπυτ ϖολταγε φορ Σιγναλσ ιν τηε σπεχιφιεδ sigref_expr. ςΟ∆ = |ςΟΗ∆ �

ςΟΛ∆| (σεε Φιγυρε 3).

ςΟΗ∆: Τηισ δεφινεσ τηε χοµπαρε ηιγη ϖολταγε φορ διφφερεντιαλ Σιγναλσ ιν τηε σπεχιφιεδ sigref_expr (σεε Φιγ−

υρε 3). 

ςΟΛ∆: Τηισ δεφινεσ τηε χοµπαρε λοω ϖολταγε φορ διφφερεντιαλ Σιγναλσ ιν τηε σπεχιφιεδ sigref_expr (σεε Φιγυρε

3). 

Ουτπυτ ϖολταγεσ φορ διφφερεντιαλ Σιγναλσ µαψ βε σπεχιφιεδ ειτηερ βψ δεφινινγ ςΟΧΜ ανδ ςΟ∆, ορ βψ δεφινινγ

ςΟΗ∆ ανδ ςΟΛ∆. Τηε διφφερεντιαλ χοµπαρατορ φυνχτιονσ ισ α τωο−σταγε προχεσσ. Τηε φιρστ σταγε ρεµοϖεσ

χοµµον µοδε ιντερφερενχε φροµ τηε ∆ΥΤ σιγναλσ, ρεσυλτινγ ιν |ςα � ςαζ| (σεε Φιγυρε 3). Τηε σεχονδ σταγε

χοµπαρεσ τηε ρεσυλτ το τηε ουτπυτ τηρεσηολδσ.

ΙΟΗ: Τηισ δεφινεσ τηε ουτπυτ ηιγη λοαδ χυρρεντ το βε αππλιεδ το Σιγναλσ ιν τηε σπεχιφιεδ sigref_expr. ΙΟΗ ισ

τψπιχαλλψ α νεγατιϖε χυρρεντ ϖαλυε.

ΙΟΛ: Τηισ δεφινεσ τηε ουτπυτ λοω λοαδ χυρρεντ το βε αππλιεδ το Σιγναλσ ιν τηε σπεχιφιεδ   sigref_expr. ΙΟΛ ισ

τψπιχαλλψ α ποσιτιϖε χυρρεντ ϖαλυε.

ΛοαδςΡεφ: Τηισ δεφινεσ τηε λοαδ τηρεσηολδ ορ χοµµυτατινγ ϖολταγε. Ωηεν τηε Τερµινατιον στατεµεντ ιν

14.1 ανδ 17.1 οφ ΙΕΕΕ Στδ 1450−1999 ισ υσεδ, ιτ δεφινεσ ηοω ΛοαδςΡεφ σηουλδ βε σετ ιν ορδερ φορ τηε ςεχ−

τορσ ιν τηε ασσοχιατεδ ΠαττερνΕξεχ το εξεχυτε συχχεσσφυλλψ. Α Τερµινατιον αττριβυτε οφ ΤερµινατεΗιγη

ρεθυιρεσ τηατ ΛοαδςΡεφ βε σετ το ςΟΗ φορ φλοατ−στατε µεασυρεσ. Α Τερµινατιον αττριβυτε οφ ΤερµινατεΛοω

ρεθυιρεσ τηατ ΛοαδςΡεφ βε σετ το ςΟΛ φορ φλοατ−στατε µεασυρεσ. Α Τερµινατιον αττριβυτε οφ ΤερµινατεΟφφ ορ

ΤερµινατεΥνκνοων ρεθυιρεσ τηατ ΛοαδςΡεφ βε σετ το τηε φλοατ−στατε ϖολταγε λεϖελ.

ΧλαµπΗι: Τηισ δεφινεσ τηε ϖολταγε λεϖελ σετ φορ τηε ηιγη χλαµπ χιρχυιτ.
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ΧλαµπΛο: Τηισ δεφινεσ τηε ϖολταγε λεϖελ σετ φορ τηε λοω−χλαµπ χιρχυιτ.

ΡεσιστιϖεΤερµινατιον: Τηισ δεφινεσ α σπεχιφιχ ρεσιστανχε ϖαλυε φορ τερµινατινγ τηε τεστερ δριϖερ (ε.γ., 50

Οηµ).

ΤερµςΡεφ: Τηισ δεφινεσ τηε τερµινατιον ϖολταγε φορ ΡεσιστιϖεΤερµινατιον.

ΡεσιστιϖεΤερµινατιον ανδ ΤερµςΡεφ αρε τψπιχαλλψ υσεδ το προϖιδε ιµπεδανχε µατχηινγ το τηε ∆ΥΤ. Τηισ

χαπαβιλιτψ ισ τψπιχαλλψ ιµπλεµεντεδ ον ΑΤΕ βψ υσινγ τηε ιντερναλ ιµπεδανχε οφ τηε τεστερ δριϖερ. Τηισ ισ δισ−

τινχτ φροµ υσαγε οφ τηε Τερµινατιον στατεµεντ ιν 14.1 ανδ 17.1 οφ ΙΕΕΕ Στδ 1450−1999 (σεε ΛοαδςΡεφ).

ςΦορχε: Τηισ δεφινεσ τηε φορχινγ ϖολταγε φορ α ∆ΠΣ (φορ Σιγναλσ οφ τψπε Συππλψ), ορ φορ Σιγναλσ οφ τψπε Ιν,

Ουτ, Ινουτ ωηεν υσινγ α ΠΜΥ ιν πλαχε οφ τηε τεστερ δριϖερ/ρεχειϖερ.

ΙΧλαµπ: Τηισ δεφινεσ τηε µαξιµυµ χυρρεντ αλλοωεδ φορ α ∆ΠΣ (φορ Σιγναλσ οφ τψπε Συππλψ) ορ φορ Σιγναλσ οφ

τψπε Ιν, Ουτ, Ινουτ ωηεν υσινγ α ΠΜΥ ιν πλαχε οφ τηε τεστερ δριϖερ/ρεχειϖερ.

ΙΦορχε: Τηισ δεφινεσ τηε φορχινγ χυρρεντ φορ α ∆ΠΣ (φορ Σιγναλσ οφ τψπε Συππλψ) ορ φορ Σιγναλσ οφ τψπε Ιν, Ουτ,

Ινουτ ωηεν υσινγ α ΠΜΥ ιν πλαχε οφ τηε τεστερ δριϖερ/ρεχειϖερ.

ςΧλαµπ: Τηισ δεφινεσ τηε µαξιµυµ ϖολταγε αλλοωεδ φορ α ∆ΠΣ (φορ Σιγναλσ οφ τψπε Συππλψ) ορ φορ Σιγναλσ

οφ τψπε Ιν, Ουτ, Ινουτ ωηεν υσινγ α ΠΜΥ ιν πλαχε οφ τηε τεστερ δριϖερ/ρεχειϖερ.

Τψπιχαλλψ, ςΦορχε ανδ ΙΧλαµπ αρε υσεδ τογετηερ το φορχε ϖολταγε, ανδ ΙΦορχε ανδ ςΧλαµπ αρε υσεδ τογετηερ

το φορχε χυρρεντ.

10.2 DCLevels block example

DCLevels dc_func {
    VDD {
      VForce ’vdd’;
      IClamp ’iddmax’;
    }
    VDDA {
      VForce ’vdda’;
      IClamp ’iddamax’;
    }
    ins {
      VIH ’vih1’;
      VIL ’vil1’;
      VIHSlew ’1V/1ns’;
      VILSlew ’1V/1ns’;
    }
    outs {
      VOH ’voh1’;
      VOL ’vol1’;
      IOH ’ioh1’;
      IOL ’iol1’;
      LoadVRef ’vth1’;
    }
    inouts {
      VIH ’vih2’;
      VIL ’vil2’;
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      VOH ’voh2’;
      VOL ’vol2’;
      IOH ’ioh2’;
      IOL ’iol2’;
      LoadVref ’vth2’;
    }
  }

10.3 InheritDCLevels Processing

Τηε Ινηεριτ∆ΧΛεϖελσ στατεµεντ αλλοωσ στατεµεντσ δεφινεδ ιν ονε ∆ΧΛεϖελσ βλοχκ φορ α σετ οφ σιγναλσ το βε

�ινηεριτεδ� ιν ανοτηερ βλοχκ. Τηε Ινηεριτ∆ΧΛεϖελσ στατεµεντ ισ δεφινεδ ονλψ φορ τηε ουτερµοστ λεϖελ οφ τηε

∆ΧΛεϖελσ βλοχκ; ονλψ χοµπλετε ∆ΧΛεϖελσ βλοχκσ αρε ινηεριτεδ. Σεχτιονσ ορ σεγµεντσ οφ ∆ΧΛεϖελσ βλοχκσ

χαννοτ βε ινδιϖιδυαλλψ ινηεριτεδ (ασ ισ συππορτεδ ιν ΙΕΕΕ Στδ 1450−1999 ωιτη τηε µυλτιπλε Ωαϖεφορµ Ινηεριτ

οπτιονσ). 

Ωηεν ινφορµατιον ισ ινηεριτεδ, εαχη στατεµεντ φορ εαχη σιγναλ δεφινεδ ωιλλ βε αππλιεδ ιν τηισ νεω βλοχκ,

υνλεσσ τηατ στατεµεντ φορ α σιγναλ ισ ρεδεφινεδ ιν τηισ νεω βλοχκ. Ινηεριτεδ ινφορµατιον βεχοµεσ παρτ οφ τηε

ινφορµατιον χονταινεδ ιν α ∆ΧΛεϖελσ βλοχκ, ανδ τηατ ινφορµατιον ισ ινηεριτεδ βψ α συχχεσσιϖε βλοχκ. Τηισ

αλλοωσ φορ α ηιεραρχηιχαλ οργανιζατιον οφ ∆ΧΛεϖελσ ινφορµατιον, ωηερε µυλτιπλε ∆ΧΛεϖελσ βλοχκσ µαψ

ινηεριτ συχχεσσιϖελψ φροµ πρεϖιουσ βλοχκσ, ασ σηοων ιν 10.4.

10.4 InheritDCLevels example

DCLevels ate {
   sig1 { 
     VOH ’1V’; 
     VOL ’-0.3V’;
   }
}

DCLevels loadboard {
  InheritDCLevels ate;
  sig1 { 
     LoadVRef ’0.2V’;
     ResistiveTermination ’50Ohm’;
     TermVRef ’-2V’;
  }
}
DCLevels dut {
  InheritDCLevels loadboard;
  sig1 {
     LoadVRef ’0.4V’;
     VOH ’1.2V’;
  }

} 

Ιν τηε πρεχεδινγ εξαµπλε, σιγ1 ισ δεφινεδ ωιτη ονλψ α ςΟΗ ανδ ςΟΛ λεϖελ φορ τηε ∆ΧΛεϖελσ βλοχκ ναµεδ

ατε. Τηε ∆ΧΛεϖελσ βλοχκ λοαδβοαρδ ινηεριτσ τηεσε δεφινιτιονσ ανδ αδδσ ΛοαδςΡεφ, ΡεσιστιϖεΤερµινατιον,

ανδ ΤερµςΡεφ ϖαλυεσ ιντο τηε δεφινιτιον φορ σιγ1. Σο σιγ1 ιν ∆ΧΛεϖελσ βλοχκ λοαδβοαρδ χονταινσ τηε φολλοω−

ινγ δεφινιτιονσ: ςΟΗ=�1ς�, ςΟΛ=��0.3ς�, ΛοαδςΡεφ=�0.2ς�, ΡεσιστιϖεΤερµινατιον=�50Οηµ�, ανδ Τερµ−

ςΡεφ=��2ς�.
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Τηε ∆ΧΛεϖελσ βλοχκ δυτ ινηεριτσ αλλ δεφινιτιονσ φροµ τηε λοαδβοαρδ βλοχκ, ινχλυδινγ τηοσε δεφινιτιονσ τηατ

ωερε ινηεριτεδ ιν τηατ βλοχκ ιτσελφ. Ιτ αλσο ρεδεφινεσ τηε ινηεριτεδ ϖαλυε οφ ΛοαδςΡεφ ανδ ςΟΗ. Σο ιν τηισ

βλοχκ, σιγ1 χονταινσ ςΟΗ=�1.2ς�, ςΟΛ=��0.3ς�, ΛοαδςΡεφ=�0.4ς�, ΡεσιστιϖεΤερµινατιον=�50Οηµ�, ανδ

ΤερµςΡεφ=��2ς�.

11. DCSets block

Τηε ∆ΧΣετσ βλοχκ ιδεντιφιεσ α σετ οφ ∆ΧΛεϖελσ βλοχκσ τηατ µαψ βε ρεφερενχεδ ιν α Παττερν βλοχκ το χηανγε

∆ΧΛεϖελσ βετωεεν ςεχτορ στατεµεντσ. Αλλ ∆ΧΛεϖελσ ρεφερενχεδ ιν α Παττερν ασσοχιατεδ ωιτη τηε ΠαττερνΕξεχ

σηαλλ βε ιδεντιφιεδ ιν α σινγλε ∆ΧΣετσ βλοχκ. Α ∆ΧΣετσ ρεφερενχε στατεµεντ ιν τηε ΠαττερνΕξεχ ισ ρεθυιρεδ ιν

ορδερ το ρεφερενχε ανψ ∆ΧΛεϖελσ ιν α Παττερν. Ιφ νο ∆ΧΣετσ στατεµεντ ισ πρεσεντ ιν τηε ΠαττερνΕξεχ τηεν νο

ρεφερενχε το ∆ΧΛεϖελσ ισ αλλοωεδ ιν τηε ασσοχιατεδ Παττερνσ. Ρεφερ το 9.3 φορ αν εξπλανατιον οφ ρεθυιρεµεντσ

φορ δεφινινγ ∆Χ παραµετερσ αχροσσ σιγναλσ ιν εαχη ∆ΧΛεϖελσ βλοχκ ιδεντιφιεδ ιν τηε ∆ΧΣετσ βλοχκ.

11.1 DCSets block syntax

(∆ΧΣετσ (∆Χ_ΣΕΤ_ΝΑΜΕ) { 

         (∆ΧΛεϖελσ (∆Χ_ΛΕςΕΛΣ_ΡΕΦ);)∗

       })∗

∆ΧΣετσ: Σταρτ οφ α ∆ΧΣετσ βλοχκ, ωηιχη ιδεντιφιεσ α σετ οφ ∆ΧΛεϖελσ βλοχκσ τηατ µαψ βε ρεφερενχεδ ιν α Πατ−

τερν βλοχκ ασσοχιατεδ ωιτη τηε ΠαττερνΕξεχ.

∆Χ_ΣΕΤ_ΝΑΜΕ: Ναµε οφ α ∆ΧΣετσ βλοχκ. Ιφ νο ναµε ισ πρεσεντ, τηεν ιτ ισ α γλοβαλ βλοχκ το βε υσεδ φορ αλλ

ΠαττερνΕξεχ στατεµεντσ τηατ δο νοτ σπεχιφιχαλλψ ιδεντιφψ α ∆ΧΣετσ βλοχκ ναµε.

∆ΧΛεϖελσ: Ρεφερενχε το α ∆ΧΛεϖελσ βλοχκ, ωηιχη µαψ βε ρεφερενχεδ ιν α Παττερν βλοχκ ασσοχιατεδ ωιτη τηε

ΠαττερνΕξεχ.

∆Χ_ΛΕςΕΛΣ_ΡΕΦ: Ναµε οφ α πρεϖιουσλψ δεφινεδ ∆ΧΛεϖελσ βλοχκ. Ιφ νο ναµε ισ πρεσεντ, τηεν ιτ ισ α ρεφερ−

ενχε το τηε γλοβαλ ∆ΧΛεϖελσ βλοχκ.

11.2 DCSets statement example

DCSets set1 {
   DCLevels switch1;
   DCLevels switch2;
  }

12. DCSequence block 

Τηε ∆ΧΣεθυενχε βλοχκ δεφινεσ τηε ποωερ σεθυενχεσ το βε υσεδ ωηεν ∆ΧΛεϖελσ αρε αππλιεδ το τηε δεϖιχε.

Τηε ∆ΧΣεθυενχε βλοχκ ναµεσ εαχη ποωερ σεθυενχε ανδ δεφινεσ τηε τιµεδ σεθυενχε ιν ωηιχη ποωερ ισ το βε

αππλιεδ. Τηε ∆ΧΣεθυενχε βλοχκ ισ νοτ ρεφερενχεδ ιν τηε ΠαττερνΕξεχ βλοχκ. Ρατηερ, ιτ ισ ασσυµεδ τηατ τηε

∆ΧΣεθυενχε ισ ρεφερενχεδ εξτερναλλψ, ειτηερ ιν τηε δεϖιχε τεστ προγραµ ορ βψ τηε τεστερ οπερατινγ σψστεµ.

Τηισ ισ βεχαυσε διφφερεντ ποωερ σεθυενχεσ µαψ βε υσεδ φορ τηε σαµε ΠαττερνΕξεχ δεπενδινγ ον ωηερε ιν τηε

τεστ φλοω τηε ΠαττερνΕξεχ οχχυρσ.
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12.1 DCSequence block syntax

(∆ΧΣεθυενχε (<ΙνιτιαλΣετυπ | ΠοωερΡαισε | ΠοωερΛοωερ | ΕνδΟφΠρογραµ |

                                 Υσερ ΥΣΕΡ_∆ΕΦΙΝΕ∆>) {

         (ΣιγναλΓρουπσ ΓΡΟΥΠΣ_∆ΟΜΑΙΝ;)∗

         (time_expr sigref_expr {                 // Each sigref_expr is sequenced together

          (Χοννεχτ (<Συππλψ | ΠΜΥ | ∆ριϖερ | Χοµπαρατορ | Λοαδ | Τερµινατιον | Χλαµπ>)∗;)∗

                                                               // Physical connection (e.g., relay)

           (∆ισχοννεχτ (<Συππλψ | ΠΜΥ | ∆ριϖερ | Χοµπαρατορ | Λοαδ | Τερµινατιον | Χλαµπ>)∗;)∗

          (Αππλψ (dc_expr);)∗                       // optional voltage or current value

          (Ραµπ time_expr (dc_expr);)∗       // ramp duration, optional voltage target

         })∗

       })∗

∆ΧΣεθυενχε: Σταρτ οφ τηε ∆ΧΣεθυενχε βλοχκ, ωηιχη δεφινεσ τηε τιµεδ σεθυενχε ιν ωηιχη ποωερ ισ το βε

αππλιεδ. Εαχη ∆ΧΣεθυενχε βλοχκ µαψ ηαϖε α πρεδεφινεδ ορ υσερ−δεφινεδ ναµε, ασ δεσχριβεδ ιν τηε φολλοωινγ

παραγραπη. Ιφ νο ναµε ισ πρεσεντ, τηεν ιτ ισ α γλοβαλ ∆ΧΣεθυενχε βλοχκ.

Τηερε αρε φουρ πρεδεφινεδ ποωερ σεθυενχε ναµεσ: ΙνιτιαλΣετυπ, ΠοωερΡαισε, ΠοωερΛοωερ, ανδ ΕνδΟφ−

Προγραµ. Τηεσε πρεδεφινεδ ναµεσ αρε νοτ ρεθυιρεδ το βε υσεδ. Ωηεν πρεσεντ, τηεψ δεφινε σπεχιφιχ ποωερ

σεθυενχε φυνχτιονσ ασ εξπλαινεδ ιν τηε φολλοωινγ σεντενχεσ. Τηε χοντεντσ οφ εαχη οφ τηεσε ισ υσερ δεφινεδ.

ΙνιτιαλΣετυπ δεφινεσ τηε ινιτιαλ ποωερ σεθυενχε υσεδ ατ τηε βεγιννινγ οφ τηε τεστ προγραµ. ΠοωερΡαισε

δεφινεσ τηε ποωερ σεθυενχε υσεδ ωηεν τηε δεϖιχε ποωερ συππλιεσ αρε ινχρεασινγ ιν αβσολυτε ϖαλυε οφ ϖολταγε.

ΠοωερΛοωερ δεφινεσ τηε ποωερ σεθυενχε υσεδ ωηεν τηε δεϖιχε ποωερ συππλιεσ αρε δεχρεασινγ ιν αβσολυτε

ϖαλυε οφ ϖολταγε. ΕνδΟφΠρογραµ δεφινεσ τηε ποωερ σεθυενχε υσεδ το ποωερ δοων τηε δεϖιχε ατ τηε ενδ οφ

τηε τεστ προγραµ. Αλλ οτηερ ποωερ σεθυενχε ναµεσ αρε υσερ δεφινεδ.

Υσερ ΥΣΕΡ_∆ΕΦΙΝΕ∆: Τηισ ιδεντιφιεσ ΥΣΕΡ_∆ΕΦΙΝΕ∆ ασ α υσερ−δεφινεδ ναµε φορ τηισ ∆ΧΣεθυενχε.

ΣιγναλΓρουπσ ΓΡΟΥΠΣ_∆ΟΜΑΙΝ: Τηισ οπτιοναλ στατεµεντ ινδιχατεσ τηε ναµε οφ α ΣιγναλΓρουπσ βλοχκ

τηατ ισ το βε υσεδ ιν ρεσολϖινγ σιγναλ γρουπ ρεφερενχεσ ιν τηισ ∆ΧΣεθυενχε βλοχκ. Ρεφερενχεδ ΣιγναλΓρουπσ

ιν τηε ∆ΧΣεθυενχε βλοχκ ωιλλ τψπιχαλλψ βε τηε σαµε ασ τηοσε υσεδ ιν τηε Τιµινγ βλοχκ ανδ/ορ τηε Παττερν−

Βυρστ βλοχκ ανδ ρεθυιρε τηε σαµε ΣιγναλΓρουπ ρεφερενχε στατεµεντσ ιν τηισ βλοχκ το ρεσολϖε sigref_expr. Ιφ

τηε αππλιχατιον οφ ∆ΧΣεθυενχε ρεθυιρεσ διφφερεντ γρουπινγ οφ σιγναλσ, τηεν υνιθυε ΣιγναλΓρουπσ βλοχκσ αρε

ρεφερενχεδ ωιτη τηισ στατεµεντ.

time_expr: Τηισ ισ δεφινεδ ιν ΙΕΕΕ Στδ 1450−1999. Τηε φιρστ time_expr φορ α γιϖεν ∆ΧΣεθυενχε ισ χονσιδ−

ερεδ το βε ρελατιϖε το τιµε ζερο (τηε τιµε ατ ωηιχη τηε ∆ΧΣεθυενχε σταρτσ). Εαχη φολλοωινγ time_expr ισ ρελα−

τιϖε το τηε σταρτ οφ τηε πρεχεδινγ ονε.

sigref_expr: Τηισ ισ δεφινεδ ιν ΙΕΕΕ Στδ 1450−1999. Εαχη sigref_expr ιδεντιφιεσ α σετ οφ Σιγναλσ ωηιχη ωιλλ

βε σεθυενχεδ τογετηερ.

Χοννεχτ: Τηισ σπεχιφιεσ α πηψσιχαλ χοννεχτιον το α τεστερ ρεσουρχε (Συππλψ, ΠΜΥ, ∆ριϖερ, Χοµπαρατορ, Λοαδ,

Τερµινατιον, Χλαµπ) (ε.γ., τηρουγη α ρελαψ). Ιφ νο ρεσουρχε ισ λιστεδ, αλλ ρεσουρχεσ ασσοχιατεδ ωιτη εαχη Σιγναλ

ρεφερενχεδ ιν τηισ time_expr βλοχκ σηαλλ βε χοννεχτεδ. Ωηεν µυλτιπλε Χοννεχτ στατεµεντσ αρε υσεδ, τηε πηψσ−

ιχαλ χοννεχτιον ισ περφορµεδ ιν τηε ορδερ τηε στατεµεντσ αππεαρ.

∆ισχοννεχτ: Τηισ σπεχιφιεσ τηατ τηε πηψσιχαλ χοννεχτιον το α τεστερ ρεσουρχε (Συππλψ, ΠΜΥ, ∆ριϖερ, Χοµπαρ−

ατορ, Λοαδ, Τερµινατιον, Χλαµπ) (ε.γ., τηρουγη α ρελαψ) ισ το βε δισχοννεχτεδ. Ιφ νο ρεσουρχε ισ λιστεδ, αλλ

ρεσουρχεσ ασσοχιατεδ ωιτη εαχη Σιγναλ ρεφερενχεδ ιν τηισ time_expr βλοχκ σηαλλ βε δισχοννεχτεδ. Ωηεν µυλτι−

πλε ∆ισχοννεχτ στατεµεντσ αρε υσεδ, τηε πηψσιχαλ δισχοννεχτιον ισ περφορµεδ ιν τηε ορδερ τηε στατεµεντσ

αππεαρ.
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Αππλψ: Τηισ στατεµεντ δεφινεσ τηε ταργετ ϖολταγε ορ χυρρεντ ϖαλυε το αππλψ το τηε σπεχιφιεδ Σιγναλσ ατ τηισ

ποιντ ιν τηε ποωερ σεθυενχε. Ιφ νο dc_expr ισ σπεχιφιεδ, τηε προγραµµεδ ϖολταγε ορ χυρρεντ φροµ τηε ∆ΧΛεϖ−

ελσ βλοχκ χυρρεντλψ ιν εφφεχτ (ασ δετερµινεδ βψ τηε δεϖιχε τεστ προγραµ ορ τεστερ οπερατινγ σψστεµ) σηαλλ βε

υσεδ.

Ραµπ: Τηισ στατεµεντ σηαλλ ονλψ βε υσεδ ωιτη Σιγναλσ οφ τψπε Συππλψ. Τηισ στατεµεντ δεφινεσ τηε τιµε δυρα−

τιον υσεδ το αρριϖε ατ τηε ταργετ ϖολταγε ορ χυρρεντ. Τηε time_expr σπεχιφιεσ τηε τοταλ τιµε δυρατιον. Τηε

οπτιοναλ dc_expr σπεχιφιεσ τηε ταργετ ϖολταγε ορ χυρρεντ. Ιφ νο dc_expr ισ σπεχιφιεδ, τηε προγραµµεδ ϖολταγε

ορ χυρρεντ φροµ τηε ∆ΧΛεϖελσ βλοχκ χυρρεντλψ ιν εφφεχτ (ασ δετερµινεδ βψ τηε δεϖιχε τεστ προγραµ ορ τεστερ

οπερατινγ σψστεµ) σηαλλ βε υσεδ.

12.2 DCSequence example

DCSequence InitialSetup {               // Beginning of program
          ’0s’ ’VDD+VDDA’ {               // T0
                Apply ’0V’;
            }
          ’1ms’ ’VDD+VDDA’ {
                Connect Supply;
            }
          ’1ms’ VDD {
                Apply ’100mA’;        // Apply line charge current
            }
          ’100us’ VDD {
                Apply;               // Apply voltage programmed by test
            }
          ’1ms’ VDDA {
                Apply ’50mA’;        // Apply line charge current
            }
          ’100us’ VDDA {
                Apply;               // Apply voltage programmed by test
            }
          ’1ms’ signals {
                Connect Load;
                Connect Driver Comparator;
            }
   }
    
   DCSequence PowerRaise {               // Increasing VDD
          ’1ms’ VDD { 
                Ramp ’5ms’;    // Ramp to programmed voltage
            }
          ’1ms’ VDDA {
                Ramp ’5ms’;
            }
          ’6ms’ signals {
                Apply;      // Apply new values to signals after supplies change
            }
    }
    
    DCSequence PowerLower {             // Decreasing VDD
          ’1ms’ signals {
                Apply; // Apply new values to signals before supplies change
            }
          ’1ms’ VDDA {
                Apply;                // Apply voltage programmed by test

       }

Authorized licensed use limited to: Micronas GmbH. Downloaded on July 17,2018 at 08:48:40 UTC from IEEE Xplore.  Restrictions apply. 



IEEE
Std 1450.2-2002 IEEE STANDARD FOR EXTENSIONS TO STANDARD TEST INTERFACE LANGUAGE (STIL)

20 Copyright © 2003 IEEE. All rights reserved.

          ’1ms’ VDD {
                Apply;

       }
    }
    
    DCSequence EndOfProgram {             // End of program
          ’0s’ ’VDD+VDDA+signals’ {     
                Ramp ’5ms’ ’0V’;          // Ramp to 0V
            }
          ’6ms’ signals {
                Disconnect Driver Comparator;
                Disconnect Load;
            }
          ’1ms’ ’VDDA+VDD’ {
                Disconnect Supply;
            }
    }
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Α τιµινγ διαγραµ φορ τηε ∆ΧΣεθυενχεσ ιν 12.2 ισ σηοων ιν Φιγυρε 4.

13. Extensions to Clause 18, WaveformTable block

Τηισ χλαυσε δεφινεσ αν εξτενσιον το τηε δεφινιτιον οφ εϖεντ χηαραχτερσ ιν τηε ΩαϖεφορµΤαβλε βλοχκ. Τηε πυρ−

ποσε οφ τηε εξτενσιον ισ το συππορτ σωιτχηινγ ∆Χ λεϖελσ ωιτηιν αν ΣΤΙΛ ςεχτορ.

Τηε εξτενσιον το τηε ΩαϖεφορµΤαβλε βλοχκ ισ λιµιτεδ το αν εξτενσιον οφ τηε δεφινιτιον οφ τηε εϖεντ χονστρυχτ

δεφινεδ ιν 18.1 οφ ΙΕΕΕ Στδ 1450−1999.

13.1 Event definition in WaveformTable block

Αν �εϖεντ� ισ αν ιδεντιφιερ τηατ ισ υσεδ το σιγναλ α ποτεντιαλ χηανγε ιν τηε στατε οφ τηε σιγναλ. Αλλ εϖεντσ ηαϖε

φιξεδ δεφινιτιονσ ασ σπεχιφιεδ ιν 18.2 οφ ΙΕΕΕ Στδ 1450−1999. Τηε εξτενσιον το τηε εϖεντ δεφινιτιον ισ τηε

Figure 4—Timing diagram for DCSequence example
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αδδιτιον οφ αν οπτιοναλ ιντεγερ συφφιξ (0 .. ν), εαχη οφ ωηιχη σηαλλ σπεχιφψ α διφφερεντ ϖολταγε λεϖελ. Τηε ϖολτ−

αγε λεϖελσ σηαλλ βε δεφινεδ ιν τηε ∆ΧΛεϖελσ, υσινγ µυλτιπλε ϖαλυεσ ιν τηε ςΙΗ/ςΙΛ/ςΟΗ/ςΟΛ στατεµεντσ.

Τηε ορδερ οφ αππεαρανχε οφ τηε ϖολταγε λεϖελσ ιν τηε ςΙΗ/ςΙΛ/ςΟΗ/ςΟΛ στατεµεντσ σηαλλ µαπ το τηε χορρε−

σπονδινγ εϖεντ συφφιξεσ (0 .. ν). Τηε εξιστινγ ΙΕΕΕ Στδ 1450−1999 µυλτιπλε−βιτ ϖεχτορ δατα χαπαβιλιτψ χαν βε

υσεδ το δεφινε τηε σηαπε οφ τηε ωαϖεφορµ ρεσυλτινγ φροµ τηε ∆Χ λεϖελ σωιτχηινγ.

13.2 Mapping of event integers to DCLevels statements

Ταβλε 5 σηοωσ ΣΤΙΛ εϖεντσ, ασ δεφινεδ ιν Ταβλεσ 9 ανδ 10 οφ ΙΕΕΕ Στδ 1450−1999, ωηιχη αρε εξτενδεδ ιν τηισ

στανδαρδ το συππορτ αν οπτιοναλ ιντεγερ ϖαλυε φολλοωινγ τηατ εϖεντ.

Ιτ ισ αν ερρορ φορ α ΣΤΙΛ εϖεντ νοτ λιστεδ ιν Ταβλε 5 το ηαϖε αν ιντεγερ ϖαλυε φολλοωινγ τηατ εϖεντ.

Αν εϖεντ ιδεντιφιεδ ιν Ταβλε 5 τηατ δοεσ νοτ ηαϖε αν ιντεγερ ϖαλυε φολλοωινγ τηατ εϖεντ σηαλλ υσε τηε φιρστ

δχ_εξπρ στατεµεντ πρεσεντ ιν τηε αππροπριατε λεϖελσ στατεµεντ φορ τηατ εϖεντ ιφ τηατ λεϖελσ στατεµεντ ισ πρεσεντ

φορ τηατ σιγναλ.

Τηε ιντεγερ ϖαλυε φολλοωινγ αν ΣΤΙΛ εϖεντ ισ ιντερπρετεδ το ρεφερενχε α σπεχιφιχ δχ_εξπρ ιν τηε αππροπριατε

λεϖελσ στατεµεντ φορ τηατ εϖεντ. Τηε φιρστ δχ_εξπρ ιν τηε λεϖελσ στατεµεντ ισ ρεφερενχεδ βψ τηε ιντεγερ ϖαλυε 0

(ορ νο ιντεγερ ϖαλυε πρεσεντ), τηε σεχονδ δχ_εξπρ ισ ρεφερενχεδ βψ 1, ετχ. Ιτ ισ αν ερρορ το σπεχιφψ αν ιντεγερ

ϖαλυε τηατ δοεσ νοτ ηαϖε α µατχηινγ δχ_εξπρ σπεχιφιεδ.

Table 5—STIL events referencing DCLevels statements

ΣΤΙΛ εϖεντ ∆ΧΛεϖελσ στατεµεντ

U (or ForceUp) references the current VIH levels 
statement for this signal

D (or ForceDown) references the current VIL levels 
statement for this signal

H (or CompareHigh)
h (or CompareHighWindow)

references the current VOH levels 
statement for this signal

L (or CompareLow)
l (or CompareLowWindow)

references the current VOL levels 
statement for this signal
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13.3 DC levels switching example

Τηισ εξαµπλε δεµονστρατεσ σωιτχηινγ ∆Χ λεϖελσ ωιτηιν α χψχλε ιν ορδερ το γενερατε τηε ωαϖεφορµ ιν Φιγυρε

5.

Τηε φολλοωινγ ΣΤΙΛ φραγµεντσ προδυχε τηε ωαϖεφορµ ιν Φιγυρε 5.

DCLevels 
pins {
    mult {
      VIH ’0.2V’, ’1.4V’, ’2.2V’, ’3.6V’;  // define multiple drive high levels
    }
}

Timing slow {
  WaveformTable wft1 {
    Period ’30ns’;
    Waveforms {
       mult {
                 ABCD   {
                                  ’0ns’  U1;
                                  ’5ns’  U0/U1/U2/U3[0]; 
                                  ’10ns’ U0/U1/U2/U3[1];
                                  ’15ns’ U0/U1/U2/U3[2];
                                  ’20ns’ U0/U1/U2/U3[3];
                 }
       }
} } }

Pattern one {
  W wft1;
   V   { mult = ADCB;  } 
}

Figure 5—Example waveform generated by switching DC levels within a cycle
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ΝΟΤΕΣ

1�Ιν τηε µυλτιπλε−βιτ ωαϖεφορµ δεφινιτιον φορ ΑΒΧ∆, ΩαϖεφορµΧηαρ Α µαπσ το εϖεντ Υ0, ΩαϖεφορµΧηαρ Β µαπσ το
εϖεντ Υ1, ΩαϖεφορµΧηαρ Χ µαπσ το εϖεντ Υ2, ανδ ΩαϖεφορµΧηαρ ∆ µαπσ το εϖεντ Υ3.

2�Ιν τηε ςΙΗ δεφινιτιον φορ γρουπ µυλτ, τηε φιρστ δχ_εξπρ (0.2ς) ισ ρεφερενχεδ βψ εϖεντ Υ0, τηε σεχονδ δχ_εξπρ (1.4ς)
ισ ρεφερενχεδ βψ εϖεντ Υ1, τηε τηιρδ δχ_εξπρ (2.2ς) ισ ρεφερενχεδ βψ εϖεντ Υ2, ανδ τηε φουρτη δχ_εξπρ (3.6ς) ισ ρεφερ−
ενχεδ βψ εϖεντ Υ3.

3�Ιν τηε µυλτιπλε−βιτ ϖεχτορ Α∆ΧΒ, ΩαϖεφορµΧηαρ Α σπεχιφιεσ τηατ εϖεντ Υ0 ωιλλ βε υσεδ φορ βιτ [0] ατ τιµε 5νσ,
τηερεβψ ρεφερενχινγ ςΙΗ λεϖελ οφ 0.2ς. Σιµιλαρλψ, ΩαϖεφορµΧηαρ ∆ σπεχιφιεσ τηατ εϖεντ Υ3 ωιλλ βε υσεδ φορ βιτ [1] ατ
τιµε 10νσ, ρεφερενχινγ ςΙΗ λεϖελ 3.6ς. Αλσο, ΩαϖεφορµΧηαρ Χ σπεχιφιεσ τηατ εϖεντ Υ2 ωιλλ βε υσεδ φορ βιτ [2] ατ τιµε
15νσ, ρεφερενχινγ ςΙΗ λεϖελ 2.2ς. Ανδ, ΩαϖεφορµΧηαρ Β σπεχιφιεσ τηατ εϖεντ Υ1 ωιλλ βε υσεδ φορ βιτ [3] ατ τιµε 20νσ,
ρεφερενχινγ ςΙΗ λεϖελ 1.4ς.

14. Extensions to Clause 22, STIL Pattern statements

14.1 DCLevels statement

Τηε ∆ΧΛεϖελσ στατεµεντ ισ υσεδ το σπεχιφψ α ∆ΧΛεϖελσ βλοχκ ον α ϖεχτορ−βψ−ϖεχτορ βασισ. Τηισ προϖιδεσ τηε

χαπαβιλιτψ φορ σωιτχηινγ ∆ΧΛεϖελσ ωιτηιν α Παττερν. 

Τηε σψνταξ οφ τηε ∆ΧΛεϖελσ στατεµεντ ισ

  ∆ΧΛεϖελσ (ΛΕςΕΛΣΝΑΜΕ);

ΛΕςΕΛΣΝΑΜΕ ισ τηε οπτιοναλ ναµε οφ α ∆ΧΛεϖελσ βλοχκ. Ιφ ΛΕςΕΛΣΝΑΜΕ ισ νοτ πρεσεντ, τηε ρεφερενχε

ισ το τηε γλοβαλ ∆ΧΛεϖελσ βλοχκ.

14.2 DCLevels statement example

Pattern switch_levels {
  W wft1;
  DCLevels switch1;
  V   { inouts = 010101; } 
  V   { inouts = 101010; } 
  V   { inouts = 0L1HL0; } 
  DCLevels switch2;
  V   { inouts = LHLHLH; } 
  V   { inouts = HLHLHL; } 
  V   { inouts = L10H01; } 
}
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Annex A

(informative) 

∆ΧΛεϖελσ ανδ ∆ΧΣετσ υσαγε εξαµπλε

Τηε φολλοωινγ εξαµπλε δεµονστρατεσ ∆ΧΛεϖελσ ανδ ∆ΧΣετσ υσαγε ιν ΠαττερνΕξεχ ανδ Παττερν βλοχκσ.

STIL 1.0 {
      DCLevels 2002;
}

Signals {
     en_  In;
     clk  In;
     d1   In;
     d2   In;
     a0   InOut;
     a1   InOut;
     a2   InOut;
     VDD  Supply;
     VDDS Supply;
}

SignalGroups {
     ins    ’en_+d1+d2’;
     clks   ’clk’;
     inouts ’a0+a1+a2’;
     all    ’ins+clks+inouts’;
}

Spec all_specs {
     Category all_cats {
          per1 = ’100ns’;
          dely1 = ’10ns’;
          off1 = ’25ns’;
          off2 = ’50ns’;
          stb1 = ’75ns’;
          per2 = ’50ns’;
          dely2 = ’5ns’;
          off3 = ’12.5ns’;
          off4 = ’25ns’;
          stb2 = ’40ns’;
          vdd_low = ’1.5V’;
          vdds_low = ’2.7V’;
          vdd_hi = ’1.8V’;
          vdds_hi = ’3.3V’;
          iddmax = ’500mA’;
          vih_low = ’2.5V’;
          vil_low = ’0V’;
          voh_low = ’2.4V’;

Τηε νυµβερσ ιν τηε χιρχλεσ (ε.γ., 1  ) χορρεσπονδ
το τηε εξαµπλε νοτεσ τηατ φολλοω.
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          vol_low = ’0.3V’;
          ioh_low = ’1mA’;
          iol_low = ’1.5mA’;
          vth_low = ’1.4V’;
          vih_hi = ’3V’;
          vil_hi = ’0V’;
          voh_hi = ’2.9V’;
          vol_hi = ’0.5V’;
          ioh_hi = ’2mA’;
          iol_hi = ’4mA’;
          vth_hi = ’1.7V’;
          slew = ’1V/1ns’;
     }
}

Timing slow {
     WaveformTable ts1 {
          Period ’per1’;
          Waveforms {
               ins { LH { ’dely1’ D/U; } }
               clks { LC { ’0ns’ D; ’off1’ D/U; ’off2’ D; } }
               inouts { LH { ’dely1’ D/U; } }
               inouts { 01ZM { ’stb1’ L/H/T/X; } }
          }
     }
     WaveformTable ts2 {
          Period ’per2’;
          Waveforms {
               ins { LH { ’dely2’ D/U; } }
               clks { LC { ’0ns’ D; ’off3’ D/U; ’off4’ D; } }
               inouts { LH { ’dely2’ D/U; } }
               inouts { 01ZM { ’stb2’ L/H/T/X; } }
          }
     }
}

DCLevels low_vdd {
     VDD {
           VForce 
’vdd_low’;
           IClamp 
’iddmax’;
     }
     VDDS {
            VForce ’vdds_low’;
            IClamp ’iddmax’;
     }
     ’ins+clks’ {
           VIH ’vih_low’;
           VIL ’vil_low’;
           VIHSlew ’slew’;
           VILSlew ’slew’;
     }
     inouts {

1
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           VIH ’vih_low’;
           VIL ’vil_low’;
           VIHSlew ’slew’;
           VILSlew ’slew’;
           VOH ’voh_low’;
           VOL ’vol_low’;
           IOH ’ioh_low’;
           IOL ’iol_low’;
           LoadVRef ’vth_low’;
     }
}

DCLevels hi_vdd {
     VDD {
           VForce ’vdd_hi’;
           IClamp ’iddmax’;
     }
     VDDS {
            VForce ’vdds_hi’;
            IClamp ’iddmax’;
     }
     ’ins+clks’ {
           VIH ’vih_hi’;
           VIL ’vil_hi’;
           VIHSlew ’slew’;
           VILSlew ’slew’;
     }
     inouts {
           VIH ’vih_hi’;
           VIL ’vil_hi’;
           VIHSlew ’slew’;
           VILSlew ’slew’;
           VOH ’voh_hi’;
           VOL ’vol_hi’;
           IOH ’ioh_hi’;
           IOL ’iol_hi’;
           LoadVRef ’vth_hi’;
     }
}

DCSets all_sets {
     DCLevels low_vdd;
     DCLevels hi_vdd;
}

DCSequence User DefaultSequence {
     ’0s’ ’VDD+VDDS+all’ {
          Connect;
          Apply;
     }
}

Selector all_typ {
     per1     Typ;

2
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     dely1    Typ;
     off1     Typ;
     off2     Typ;
     stb1     Typ;
     per2     Typ;
     dely2    Typ;
     off3     Typ;
     off4     Typ;
     stb2     Typ;
     vdd_low  Typ;
     vdds_low Typ;
     vdd_hi   Typ;
     vdds_hi  Typ;
     iddmax   Typ;
     vih_low  Typ;
     vil_low  Typ;
     voh_low  Typ;
     vol_low  Typ;
     ioh_low  Typ;
     iol_low  Typ;
     vth_low  Typ;
     vih_hi   Typ;
     vil_hi   Typ;
     voh_hi   Typ;
     vol_hi   Typ;
     ioh_hi   Typ;
     iol_hi   Typ;
     vth_hi   Typ;
     slew     Typ;
}

PatternBurst one_pat {
     PatList {
          nolevels;
     }
}

PatternBurst two_pats {
     PatList {
          onelevel;
          bothlevels;
     }
}

PatternBurst all_pats {
     PatList {
          nolevels;
          onelevel;
          bothlevels;
     }
}

PatternExec first_func {
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     Category all_cats;
     Selector all_typ;
     Timing slow;
     DCLevels low_vdd;
     PatternBurst one_pat;
}

PatternExec second_func {
     Category all_cats;
     Selector all_typ;
     Timing slow;
     DCSets all_sets;
     PatternBurst two_pats;
}

PatternExec all_func {
     Category all_cats;
     Selector all_typ;
     Timing slow;
     DCLevels low_vdd;
     DCSets all_sets;
     PatternBurst all_pats;
}

Pattern nolevels {
  W ts1;
  V { all = LLLLMMM }
  V { all = LLHC001 }
  V { all = HHHLZZZ }
  V { all = LHLC010 }
}

Pattern onelevel {
  W ts1;
  DCLevels hi_vdd;
  V { all = LLLLMMM }
  V { all = LLHC001 }
  V { all = HHHLZZZ }
  V { all = LHLC010 }
  V { all = LHLC111 }
}

Pattern bothlevels {
  W ts1;
  DCLevels low_vdd;
  V { all = LLLLMMM }
  V { all = LLHC001 }
  V { all = HHHLZZZ }
  V { all = LHLC010 }
  W ts2;
  DCLevels hi_vdd;
  V { all = LLLLMMM }
  V { all = LLHC001 }
  V { all = HHHLZZZ }

3

4
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  V { all = LHLC010 }
  V { all = LHLC111 }
}

ΝΟΤΕΣ

1�Τωο ∆ΧΛεϖελσ βλοχκσ αρε δεφινεδ ηερε, λοω_ϖδδ ανδ ηι_ϖδδ.

2�∆ΧΣετσ αλλ_σετσ ισ δεφινεδ ηερε, ρεφερενχινγ βοτη ∆ΧΛεϖελσ βλοχκσ.

3�ΠαττερνΕξεχ φιρστ_φυνχ ρεφερενχεσ ∆ΧΛεϖελσ λοω_ϖδδ ανδ ΠαττερνΒυρστ ονε_πατ. Σινχε νο ∆ΧΣετσ βλοχκ ισ ρεφερενχεδ
ιν τηε ΠαττερνΕξεχ, τηε Παττερν χονταινεδ ιν τηε ΠαττερνΒυρστ χαννοτ ρεφερενχε ανψ ∆ΧΛεϖελσ.

ΠαττερνΕξεχ σεχονδ_φυνχ δοεσ νοτ ρεφερενχε ανψ ∆ΧΛεϖελσ βλοχκσ, βυτ ιτ δοεσ ρεφερενχε ∆ΧΣετσ αλλ_σετσ. Ιν τηισ χασε, τηε
Παττερνσ χονταινεδ ιν τηε ΠαττερνΒυρστ τωο_πατσ µυστ ηαϖε α ∆ΧΛεϖελσ ρεφερενχε βεφορε τηε φιρστ ςεχτορ οφ εαχη Παττερν.

ΠαττερνΕξεχ αλλ_φυνχ ρεφερενχεσ ∆ΧΛεϖελσ λοω_ϖδδ ανδ ∆ΧΣετσ αλλ_σετσ. Τηε Παττερνσ χονταινεδ ιν ΠαττερνΒυρστ αλλ_πατσ
χαν ειτηερ ρεφερενχε νο ∆ΧΛεϖελσ βλοχκσ, ιν ωηιχη χασε ∆ΧΛεϖελσ λοω_ϖδδ ισ ασσυµεδ, ορ χαν ρεφερενχε ανψ ∆ΧΛεϖελσ
βλοχκσ ιν ∆ΧΣετσ αλλ_σετσ.

4�Σινχε Παττερν νολεϖελσ δοεσ νοτ χονταιν ανψ ∆ΧΛεϖελσ ρεφερενχεσ, νο ∆ΧΣετσ ρεφερενχε ισ νεεδεδ ιν τηε χορρεσπονδ−
ινγ ΠαττερνΕξεχ. Ιν ορδερ το υσε ∆ΧΛεϖελσ ινφορµατιον ωιτη τηισ Παττερν, τηε χορρεσπονδινγ ΠαττερνΕξεχ µυστ χονταιν α
∆ΧΛεϖελσ ρεφερενχε.

Παττερν ονελεϖελ ρεφερενχεσ ∆ΧΛεϖελσ ηι_ϖδδ. Τηε χορρεσπονδινγ ΠαττερνΕξεχ µυστ χονταιν α ∆ΧΣετσ ρεφερενχε ωηιχη
ινχλυδεσ ∆ΧΛεϖελσ ηι_ϖδδ.

Παττερν βοτηλεϖελσ ρεφερενχεσ ∆ΧΛεϖελσ λοω_ϖδδ ανδ ηι_ϖδδ. Τηε χορρεσπονδινγ ΠαττερνΕξεχ µυστ χονταιν α ∆ΧΣετσ
ρεφερενχε ωηιχη ινχλυδεσ βοτη ∆ΧΛεϖελσ.
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Annex B
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